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POTENTIOMETERS FOR USE IN  ELECTRONIC EQUIPMENT –  

 
Part 2:  Sectional  specification  – Lead-screw actuated  

and  rotary preset potentiometers  
 

FOREWORD 

1 )  The  I n ternati onal  E lectrotechn i cal  Commiss ion  ( I EC)  i s  a  worl dwide  organ ization  for s tandard ization  compris i ng  
a l l  n ational  e l ectrotechn ical  commi ttees  ( I EC National  Comm i ttees).  The  object  of I EC i s  to  promote  
i n ternati ona l  co-operation  on  a l l  questi ons  concern i ng  s tandard i zati on  i n  the  e l ectri cal  and  e l ectron ic fi e l ds.  To  
th i s  end  and  i n  add i ti on  to  other acti vi ti es,  I EC publ i shes  I n ternational  S tandards,  Techn ical  Speci fi cations,  
Techn ical  Reports ,  Publ i cl y Avai l abl e  Speci fi cati ons  (PAS)  and  Gu ides  (hereafter referred  to  as  “ I EC  
Publ i cation (s )” ).  Thei r preparation  i s  en trusted  to  techn ical  commi ttees;  any I EC National  Commi ttee  i n terested  
i n  the  subj ect  deal t  wi th  may parti ci pate  i n  th i s  preparatory work.  I n ternational ,  governmental  and  non -
governmental  organ izations  l i a i s i ng  wi th  the  I EC a l so  parti ci pate  i n  th i s  preparation .  I EC col l aborates  cl osel y 
wi th  the  I n ternati onal  Organ i zation  for S tandard ization  ( I SO)  i n  accordance  wi th  cond i t i ons  determ ined  by 
agreement between  the  two  organ i zati ons.  

2)  The  formal  decis ions  or ag reements  of I EC on  techn ical  matters  express,  as  nearl y  as  possib le,  an  i n ternati ona l  
consensus  of opi n ion  on  the  rel evant  sub jects  s i nce  each  techn ical  comm i ttee  has  representati on  from  a l l  
i n terested  I EC National  Comm ittees.   

3)  I EC Publ i cations  have  the  form  of recommendations  for i n ternational  use  and  are  accepted  by I EC National  
Commi ttees  i n  that  sense.  Whi l e  a l l  reasonable  efforts  are  made  to  ensure  that  the  techn ical  conten t  of I EC  
Publ i cations  i s  accu rate,  I EC  cannot  be  hel d  responsi b le  for the  way i n  wh ich  they are  used  or for any 
m i s i n terpretation  by any end  u ser.  

4)  I n  order to  promote  i n ternational  u n i form i ty,  I EC National  Commi ttees  undertake  to  app ly I EC Pub l i cations  
transparentl y to  the  maximum  extent  poss ible  i n  the i r national  and  reg i onal  publ i cati ons.  Any d i vergence  
between  any I EC Pub l i cation  and  the  correspond i ng  national  or reg i onal  publ i cati on  shal l  be  cl earl y i n d icated  i n  
the  l atter.  

5)  I EC i tsel f d oes  not  provi de  any attestation  of conform i ty.  I n dependent certi fi cati on  bod ies  provi de  conform i ty  
assessment  services  and ,  i n  some  areas,  access  to  I EC marks  of conform i ty.  I EC i s  not  responsi ble  for any 
services  carri ed  ou t  by i ndependent certi fi cation  bod i es .  

6)  Al l  u sers  shou ld  ensure  that  they have  the  l atest  ed i ti on  of th i s  publ i cati on .  

7)  No  l i abi l i ty shal l  attach  to  I EC  or i ts  d i rectors,  employees,  servants  or agen ts  i ncl ud ing  i n d ivi dual  experts  and  
members  of i ts  techn ical  commi ttees  and  I EC  Nati onal  Commi ttees  for any personal  i n j u ry,  property  d amage  or 
other damage  of any natu re  whatsoever,  whether d i rect  or i nd i rect,  or for costs  ( i ncl ud i ng  l egal  fees)  and  
expenses  ari s i ng  ou t  of the  publ i cation ,  use  of,  or re l i ance  upon ,  th i s  I EC Publ i cati on  or any other I EC  
Publ i cations.   

8)  Attention  i s  d rawn  to  the  Normative  references  ci ted  i n  th i s  publ i cation .  Use  of the  referenced  publ i cations  i s  
i nd i spensable  for the  correct  appl i cati on  of th i s  publ i cation .  

9)  Attention  i s  d rawn  to  the  poss ib i l i ty that  some of the  e l ements  of th i s  I EC Publ i cation  may be  the  subject  of 
paten t  ri gh ts .  I EC shal l  not  be  hel d  responsib l e  for i denti fyi ng  any or a l l  such  patent  ri gh ts.  

I n ternational  Standard  I EC  60393-2  has  been  prepared  by I EC  techn ical  committee  40:  
Capaci tors  and  res istors  for e lectron ic equ ipment.  

Th is  th i rd  ed i tion  cancels  and  replaces  the  second  ed i ti on  publ ished  i n  1 989  and  consti tu tes  a  
techn ica l  revis ion .  

Th is  ed i tion  i ncludes  the  fol l owing  s ign i fican t techn ica l  changes  wi th  respect to  the  previous  
ed i tion :  

a)  revision of the information on  the assessment level  EZ and  FZ (zero nonconforming);  

b)  complete  ed i toria l  revis ion .  
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The  text of th is  s tandard  i s  based  on  the  fol lowing  documents:  

FDIS  Report  on  voti ng  

40/2407/FDIS  40/2422/RVD  

 
Fu l l  i n formation  on  the  voti ng  for the  approval  of th is  s tandard  can  be  found  i n  the  report on  
voting  ind icated  in  the  above  table.  

Th is  I n ternational  Standard  i s  to  be  used  i n  con j unction  wi th  I EC  60393-1 : 2008.  

A l i st  of a l l  parts  i n  the  I EC  60363  series,  publ ished  under the  general  ti tl e  Potentiometers for 
use in  electronic equipment,  can  be  found  on  the  I EC websi te .  

Th is  publ ication  has  been  drafted  i n  accordance  wi th  the  I SO/I EC D i rectives,  Part 2 .  

The  committee  has  decided  that the  con ten ts  of th is  publ ication  wi l l  remain  unchanged  un ti l  
the  stabi l i ty date  i nd icated  on  the  I EC web s i te  under "h ttp: //webstore. iec.ch"  in  the  data  
re lated  to  the  speci fic  publ ication .  At  th is  date,  the  publ ication  wi l l  be  

•  reconfi rmed ,  

•  wi thdrawn ,  

•  replaced  by a  revised  ed i ti on ,  or 

•  amended .  
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POTENTIOMETERS FOR USE IN  ELECTRONIC EQUIPMENT –  
 

Part 2:  Sectional  specification  – Lead-screw actuated  
and  rotary preset potentiometers  

 
 
 

1  General  

1 . 1  Scope  

This  part of I EC  60393  appl ies  to  l ead-screw actuated  and  rotary preset  poten tiometers,  
wi rewound  and  non-wi rewound  for use  i n  e lectron ic  equ ipment.  These  poten tiometers  are  
primari l y i n tended  for use  in  ci rcu i ts  for trimming  purposes  wh ich  requ i re  i n frequent  
ad j ustments.  

Th is  part  of I EC 60393  prescribes  preferred  rati ngs  and  characteristics  and  selects  from  
IEC 60393-1  the  appropriate  qual i ty assessment procedures,  tests  and  measuring  methods.  I t  
provides  general  performance  requ i rements  for th is  type  of potentiometer.  

Th is  standard  g i ves  the  m in imum  performance  requ irements  and  test  severi ties.  

1 .2  Normative  references  

The fo l l owing  documents ,  i n  whole  or i n  part,  are  normative l y referenced  i n  th is  document and  
are  i nd ispensable  for i ts  appl ication .  For dated  references,  on l y the  ed i ti on  ci ted  appl ies .  For 
undated  references,  the  l atest ed i ti on  of the  referenced  document ( i nclud ing  any 
amendments)  appl i es .  

IEC 60062,  Marking codes for resistors and capacitors 

I EC 60068-1 : 201 3,  Environmental testing – Part 1 :  General and guidance 

IEC 60068-2-1 : 2007,  Environmental testing – Part 2-1 : Tests – Test A: Cold 

IEC 60068-2-2 : 2007,  Environmental testing – Part 2-2: Tests – Test B: Dry heat 

IEC 60393-1 : 2008,  Potentiometers for use in  electronic equipment – Part 1 : Generic 
specification 

I EC 61 1 93-2: 2007,  Quality assessment systems – Part 2:  Selection and use of sampling 
plans for inspection of electronic components and packages 

1 .3  Information  to  be  g iven  in  a  detai l  specification  

1 .3. 1  General  

Detai l  speci fications  shal l  be  derived  from  the  re levant b lank deta i l  speci fication .  

Detai l  speci fications  shal l  not  speci fy requ irements  i n ferior to  those  of the  generic,  sectional  
or b l ank deta i l  speci fication .  When  severer requ irements  are  i ncluded ,  they shal l  be  l i sted  i n  a  
subclause  of the  detai l  speci fication  and  ind icated  i n  the  test schedu les,  for example  by an  
asterisk.  

The  i n formation  g i ven  in  1 . 3. 2  and  1 . 3. 4  may,  for conven ience,  be  presented  in  tabu lar form .  
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The  fol lowing  i n formation  shal l  be  g i ven  in  each  detai l  speci fication  and  the  va lues  quoted  
shal l  preferabl y be  selected  from  those  g i ven  i n  the  appropriate  clause  of th is  section al  
speci fication .  

1 .3.2  Outl ine  d rawing  and  d imensions  

The detai l  speci fication  shal l  i ncorporate  an  i l l ustration  of the  poten tiometer being  speci fi ed .  
Where  space is  i nsufficien t to  show the  detai l  d imensions  requ ired  for i nspection  purposes,  
such  d imensions  shal l  appear on  a  d rawing  form ing  an  annex to  the  detai l  speci fication .  

Al l  d imensions  shal l  preferabl y be  stated  i n  m i l l imetres,  however,  when  the  ori g inal  
d imensions  are  sti l l  g i ven  i n  inches,  the  converted  metric  d imensions  i n  m i l l imetres  shal l  be  
added .  

When  the  poten tiometer i s  not des igned  for use  on  pri n ted  boards,  th is  shal l  be  clearl y 
i nd icated  i n  the  deta i l  speci fication .  

1 .3.3  Mounting  

The detai l  speci fication  shal l  speci fy the  method  of mounting  to  be  appl i ed  for the  vol tage  
proof and  the  i nsu lation  res istance  tests  and  for the  appl ication  of the  vibration  and  shock 
tests.  The  poten tiometers  shal l  be  mounted  by the ir normal  means,  bu t the  des ign  may be  
such  that  specia l  moun ting  fixtures  are  requ i red .  I n  th is  case  the  detai l  speci fication  shal l  
describe  the  mounting  fixtures  and  they shal l  be  used  for the  vol tage  proof and  the  i nsu lation  
res istance  tests  and  for the  appl ication  of the  vibration  and  shock tests.  For the  l atter tests  
the  mounting  shal l  be  such  that there  shal l  be  no  parasi tic  vibration .  

1 .3.4  Style  

See  I EC 60393-1 : 2008,  2 . 2 . 2 .  

The  style  shal l  be  presented  by a  double- letter code,  e . g .  AB,  wh ich  i s  arbi trari l y chosen  for 
each  detai l  speci fication .  

The  s tyle  des ignation ,  therefore,  has  no  mean ing  un less  the  number of the  detai l  speci fication  
is  a lso  g iven .  

1 .3.5  Resistance  law 

The  res istance  l aw i s  general l y not  veri fi ed .  I f requ i red ,  the  detai l  speci fication  shal l  prescribe  
the  measuring  poin ts  and  the  associated  l im i ts  for the  ou tpu t ratio  and  shal l  speci fy the  
posi tion  of the  correspond ing  tests  i n  the  test schedu les.  

1 .3.6  Ratings  and  characteristics  

1 . 3.6.1  General  

The  ratings  and  characteristics  shal l  be  i n  accordance  wi th  the  relevant  clauses  of th is  
standard  together wi th  1 . 3. 6. 2 .  

1 .3.6.2  Nominal  total  resistance  

See  I EC 60393-1 : 2008,  2 . 3 . 2 .  

When  products  approved  accord ing  to  the  detai l  speci fication  have  d i fferen t ranges,  the  
fol l owing  statement shou ld  be  added :  

“The  range  of va lues  avai lable  i n  each  style  i s  g i ven  in  the  reg ister of approvals ,  avai l able  for 
example  on  the  websi te  h ttp: //www. iecq .org/.  
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The  qual i fi ed  products  l i st  “QPL”  style  i s  g i ven  i n  the  reg ister of approvals,  avai l able,  for 
example,  on  the  websi te  as  s tated  above.  

1 .3.7  Marking  

The  deta i l  speci fication  shal l  speci fy the  con ten t of the  marking  on  the  potentiometer and  on  
the  package.  Deviations  from  1 . 4  of th is  sectional  speci fication  shal l  be  speci fica l l y s tated .  

1 .3.8  Ordering  information  

The deta i l  speci fication  shal l  i nd icate  that the  fol l owing  in formation ,  i n  clear or i n  coded  form ,  
is  requ i red  when  ordering :  

a)  nom inal  tota l  res istance  and  tolerance  on  nom inal  tota l  res istance;  

b)  res istance  l aw ( i f other than  l i near);  

c)  number and  i ssue  reference  of the  deta i l  speci fication  and  s tyle  reference.  

1 .3.9  Addi tional  information  (not for inspection  purposes)  

The detai l  speci fication  may i nclude  i n formation  wh ich  i s  not requ i red  to  be  veri fied  by the  
i nspection  procedure,  such  as  ci rcu i t  d i agrams,  curves,  d rawings  and  notes  needed  for the  
clari fication  of the  deta i l  speci fication .  

1 .4  Marking  

1 .4. 1  General  

When  cod ing  i s  used  for nom inal  res istance,  to lerance  and  date  of manufacture,  the  method  
shal l  be  selected  from  those  g iven  i n  I EC  60062.  

The  i n formation  g i ven  i n  the  marking  i s  normal l y se lected  from  the  fol l owing  l i s t.  The  relati ve  
importance  of each  i tem  i s  i nd icated  by i ts  pos i ti on  i n  the  l i st:  

a)  nom inal  tota l  res istance;  

b)  to lerance  on  nom inal  tota l  res istance;  

c)  res istance  l aw ( i f other than  l inear) ;  

d )  detai l  speci fication  and  style  reference;  

e)  year and  month  (or week)  of manufacture;  

f)  manufacturer's  name and /or trademark;  

g )  manufacturer’s  type  des ignation .  

1 .4.2  Marking  for potentiometers  

The  poten tiometer shal l  be  clearl y marked  wi th  a)  and  b)  of 1 . 4 . 1  and  wi th  as  many of the  
remain ing  i tems  as  i s  practicable.  Any dupl ication  of i n formation  i n  the  marking  of the  
poten tiometer shou ld  be  avoided .  

1 .4.3  Marking  for packag ing  

The package contain ing  the  poten tiometer(s)  shal l  be  clearl y marked  wi th  a l l  the  i n formation  
l i sted  i n  1 . 4. 1  and  be low.  

a)  quanti ty 

b)  coun try orig in  

1 .4.4  Addi tional  marking  

Any add i ti onal  marking  shal l  be  so  appl i ed  that no  confus ion  can  arise.  
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2  Preferred  ratings,  characteristics  and  test severi ties  

2. 1  Preferred  characteristics  

2. 1 . 1  General  

The values  g i ven  in  the  deta i l  speci fication  shal l  preferabl y be  se lected  from  the  fo l lowing :  

2. 1 .2  Preferred  cl imatic  categories  

The potentiometers  covered  by th is  s tandard  are  classi fied  i n to  cl imatic categories  accord ing  
to  the  general  ru les  g iven  i n  I EC  60068-1 : 201 3,  Annex A.  

The  lower and  upper category temperature  and  the  duration  of the  damp heat,  s teady s tate  
test shal l  be  chosen  from  the  fol lowing :  

Lower category temperature:   –65  °C,  –55  °C,  –40  °C,  –25  °C  and  –1 0  °C.  

Upper category temperature   +70  °C,  +85 °C,  +1 00  °C,  +1 25  °C  and  +1 55  °C.  

Duration  of the  damp heat,  s teady s tate  test:   4 ,  1 0 ,  21  and  56  days.  

The  severi ties  for the  cold  and  d ry heat  tests  are  the  l ower and  upper category temperatures  
respective l y.  Because  of the  construction  of some potentiometers  these  temperatures  wi l l  
occur between  two  of the  preferred  temperatures  g iven  i n  I EC  60068-2-1 : 2007  and  
IEC 60068-2-2 : 2007.  I n  th is  case  the  nearest  preferred  temperature  wi th in  the  actual  
temperature  range  of the  potentiometer shal l  be  chosen  for th is  severi ty.  

2. 1 .3  Temperature  coefficients  and  temperature  characteristics  of resistance  

The l im i ts  of change i n  res istance  for the  preferred  temperature  characteristics  of res istance  
are  g i ven  i n  Table  1 .  

Each  l i ne  i n  the  table  g i ves  the  preferred  temperature  coefficients  and  correspond ing  
temperature  characteristics  for 20  °C  to  70  °C  and  l im i ts  of change  in  res istance  for 
measurement of the  temperature  characteristics  of res istance  (see  I EC 60393-1 : 2008,  4 . 1 4)  
on  the  basis  of the  category temperatu re  ranges  of 2 . 1 . 2.  

Di fferen t portions  of the  res istance  range  may be  covered  by d i fferent  temperature  
characteristics  (or coefficien ts)  of res istance  a l though  they appear i n  a  s ing le  detai l  
speci fication .  

I f measurements  at  add i ti onal  temperatures  are  requ ired ,  they shal l  be  speci fi ed  i n  the  detai l  
speci fication .  
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Table  1  – Temperature  coefficients  and  temperature  characteristics  of resistance  

Tempera-
ture  

coeffi -
cients  of 
resistance  

Temperature  

characteristics  
of resistance  

 

Temperature  characteristi cs  of resistance  
(l im i ts  of resistance change i n  percentage)  

%  

Reference temperature/  
Lower category temperature  

°C  

Reference  temperature/  
Upper category temperature  

°C  1 0–6/K  %  

20  °C  /  70  °C  +20/–65  +20/–55  +20/–40  +20/–25  +20/–1 0  20/85  a  20/1 00  20/1 25  20/1 55  

–800/  
–2  500  

–4/  
–1 2 , 5  

+6, 8/ 

+21 , 3  

+6/ 

+1 8, 75  

+4, 8/ 

+1 5  

+3, 6/ 

+1 1 , 3  

+2, 4/ 

+7, 5  

–5, 2/  
–

1 6, 25  

–6, 4/  
–20  

–8, 4/  
–

26, 25  

–1 0, 8/  
–

33, 75  

–400/  
–1  000  

–2/  
–5  

+3, 4/ 

+8, 5  

+3/ 

+7, 5  

+2, 4/ 

+6  

+1 , 8/  

+4, 5  

+1 , 2/  

+3  

–2, 6/  
–6, 5  

–3, 2/  
–8  

–4, 2/  
–

1 0, 25  

–5, 4/  
–1 3, 5  

–1 50/  
– 600  

-0, 75/ 
-3  

+1 , 3/ 

+5, 1  

+1 , 1 3/  

+4, 5  

+0, 9/ 

+3, 6  

+0, 68/  

+2, 7  

+0, 45/  

+1 , 8  

–0, 98/ 
–3, 9  

–1 , 2/  
–4, 8  

–1 , 58/ 
–6, 3  

–2 , 02/ 
–8, 2  

±1  000  ±5 ±8, 5  ±7, 5  ±6  ±4, 5  ±3  ±6, 5  ±8  ±1 0, 5  ±1 3, 5  

±500  ±2, 5  ±4, 3  ±3, 75  ±3  ±2, 25  ±1 , 5  ±3, 25  ±4  ±5, 25  ±6, 75  

±250  ±1 , 25  ±2, 1 5  ±1 , 88  ±1 , 5  ±1 , 1 3  ±0, 75  ±1 , 62  ±2  ±2, 62  ±3, 38  

±1 50  ±0, 75  ±1 , 3  ±1 , 1 5  ±0, 9  ±0, 68  ±0, 45  ±0, 98  ±1 , 2  ±1 , 6  ±2, 05  

±1 00  ±0, 5  ±0, 85  ±0, 75  ±0, 6  ±0, 45  ±0, 3  ±0, 65  ±0, 8  ±1 , 05  ±1 , 35  

±50  ±0, 25  ±0, 43  ±0, 375  ±0, 3  ±0, 23  ±0, 1 5  ±0, 325  ±0, 4  ±0, 525  ±0, 675  

±25  ±0, 1 25  ±0, 21 5  ±0, 1 88  ±0, 1 5  ±0, 1 1 3  ±0, 075  ±0, 1 62  ±0, 2  ±0, 262  ±0, 34  

a   Potentiometers  having  an  upper category temperature  of 85  °C  need  not  be  measu red  between  20  °C  and  
70  °C.  

 

2. 1 .4  Limits  for change  in  resistance or output vol tage ratio  

The preferred  combinations  of l im i ts  for change i n  res istance  or ou tput vol tage  ratio  i n  each  of 
the  tests  l i s ted  i n  the  head ing  of Table  2  are  as  i nd icated  i n  the  l i nes  of the  table.  
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Table  2  – Limits  for change  in  resistance or output vol tage  ratio  

Stabi l i ty 
cl ass  

%  

4 . 38   
Cl imati c  
sequence  

4 . 39  
Damp heat,  
s teady state  

4 . 40  
Mechan ica l  
endurance  

4 . 43. 2  
E lectri cal  
endurance  at  
70  °C  

4 . 43. 3  
E lectri cal  
endurance  at  
upper category 
temperatu re  

4 . 34   
Change  of 
temperatu re   

4 . 30  
Robustness  
of term inal s  

4 . 33  
Resistance  to  
sol deri ng  heat  

4 , 35  
Vibrati on  

4 . 37  
Shock 

4 . 43. 2  
E lectri cal   
endurance   
at  70  °C  

4 . 43. 3  
E lectri cal   
endurance  at  
upper category 
temperatu re   

4 . 22  
Thrust  and   
pu l l  on  shaft  

4 . 34  
Change  of 
temperatu re  

 

4 . 35  
Vibrati on  

 

 

4 . 37  

Shock 

 ∆  R  between  term inal s  a  and  c  c  

∆  R  between  
term inations  
a  and  b  a  c  

ac

ab

U

U
∆  a,  b  

ac

ab

U

U
∆  a,  b  

1 0  

5 

3  

2  

±(1 0 % R  +  0,5 Ω) 

±(5 % R  +  0, 1  Ω) 

±(3 % R  +  0, 1  Ω) 

±(2  % R  +  0, 1  Ω) 

±(5 % R  +  0, 1  Ω) 

±(3 % R  +  0, 1  Ω) 

±(2 % R  +  0, 1  Ω) 

±(2 % R  +  0, 1  Ω) 

±(5 % R  +  0, 1  Ω) 

±(2  % R  +  0, 1  Ω) 

±(1  % R  +  0,05 Ω) 

±(1  % R  +  0,05 Ω) 

±(1 5 % R  +  0,5 Ω) 

±(7,5 % R  +  0, 1  Ω) 

±(5 % R  +  0, 1  Ω) 

±(3 % R  +  0, 1  Ω) 

±5 % 

±2 % 

±1  % 

±1  % 

±7,5 % 

±3 % 

±2 % 

±2 % 

The  cl ause  numbers  i n  the  tabl e  refer to  I EC 60393-1 : 2008.  

a  For wi rewound  potentiometers,  the  val ue  of resolu ti on  speci fi ed  i n  the  detai l  speci fi cation  shal l  be  added  to  
the  perm iss ible  ou tpu t  rati o  l im i ts  or the  perm iss ible  change  i n  res i stance  l im i ts  for a l l  tests .  

b
 The  setti ng  stab i l i ty  change  i n  the  ou tpu t  vol tage  rati o  

ac

ab

U

U
∆  shal l  be  expressed  i n  percen t of the  total  

appl i ed  vol tage.  

c
 ∆R  i nd i cate  the   val ue  of change  i n  res i stance.

 

 

2. 1 .5  Total  mechan ical  travel  

The preferred  va lues  shal l  be:  

a)  for l ead-screw actuated  preset potentiometers :  

2  to  25  turns;  

b)  for s ing le-turn  rotary preset  potentiometers:  

the  ang le  shal l  be  speci fi ed  i n  the  detai l  speci fication .  

2.2  Preferred  values  of ratings  

2.2. 1  General  

The  values  g i ven  in  detai l  speci fications  shal l  preferabl y be  selected  from  the  fol lowing :  

2.2.2  Nominal  total  resistance  

See  I EC 60393-1 : 2008,  2 . 3 . 2 .  
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2.2.3  Tolerances  on  nominal  total  resistance  

The preferred  tolerances  on  nom inal  tota l  res istance  are:  

±30  % ,  ±25 %,  ±20  % ,  ±1 0  %  and  ±5  % .  

2.2.4  Rated  d issipation   

The preferred  va lues  of rated  d issipation  at  70  °C  are:  

0, 05  W,  0, 063  W,  0, 1  W,  0, 1 25  W,  0, 1 5  W,  0, 2  W,  0, 25  W,  0, 3  W,  0 , 5  W,  0, 75  W  and  1  W.  

The  derated  values  of d i ssipation  at  temperatures  in  excess  of 70  °C  shal l  be  as  ind icated  by 
the  curve  as  shown  i n  F igure  1 .  

 

Figure  1  – Rated  d issipation  curve  

A smal ler (or l arger)  area  of operation  may be  g i ven  i n  the  detai l  speci fication .  I n  th is  event,  
the  deta i l  speci fication  shal l  state  the  maximum  a l l owable  d iss ipation  at  temperature  other 
than  70  °C.  Al l  break poin ts  on  the  curve  shal l  be  veri fi ed  by test.  

A derating  curve  having  examples  of smal ler areas  of operation  (carbon  composi tion)  i s  g i ven  
in  F igu re  2 .  

Upper category 
temperatu re  

+  70  °C  Lower category 
temperatu re  

Area  of recommended  
operati on  

Percentage  of the  
rated  d i ss ipati on  

1 00  

0  

IEC 
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The  d i fferences  between  (1 ) ,  (2)  and  (3)  depend  on  the  substrate,  whereby 

(1 )  =  Phenol i c  res in  (mu l ti - l ayer),  

(2)  =  Res i n  molded  and  

(3)  =  Al um ina  

Key:  

LCT =  Lower category temperature  

UCT =  Upper category temperature  

Figure 2  – Rated  d issipation  curve  

2.2.5  Limi ting  element vol tage  

The preferred  values  of l im i ti ng  e lement vol tage  d . c.  or a. c.  ( r.m .s. )  are:  

1 00  V,  1 25  V,  1 50  V,  200  V,  250  V and  300  V.  

2.2.6  Insu lation  vol tage  

The detai l  speci fication  shal l  prescribe  the  value  of the  i nsu lation  vol tage,  rounded  off to  the  
nearest 1 0  V.  The  numerical  va lue  of the  i nsu lation  vol tage  shal l  be:  

Normal  a i r pressure:  ≥1 , 42  times  the  l im i ti ng  e lement vol tage.  

Low a i r pressure  (at  8  kPa):  ≥two-th i rds  the  value  at  normal  a i r pressure.  

2.2.7  Limits  for insu lation  resistance  

Un less  otherwise  speci fi ed  i n  the  detai l  speci fication  the  i nsu lation  res istance  shal l  be  not  

l ess  than  1  GΩ  after d ry heat tests  and  1 00  MΩ  after hum id i ty tests.  

2.3  Preferred  test severi ties  

2.3. 1  General  

Test severi ties  g i ven  i n  the  deta i l  speci fication  shal l  preferabl y be  selected  from  the  fol l owing :  

2.3.2  Drying  

See  I EC 60393-1 : 2008,  4 . 3 ,  Procedure  1  sha l l  be  used .  

IEC  

1 00  

33  

0  

LCT  +  50  °C      +  70  °C      +  85  °C      +  1 00  °C      UCT    

(1 )   (2)   (3)   

Percentage  of the  
rated  d i ss ipati on  
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2.3.3  Vibration  

See  I EC 60393-1 : 2008,  4 . 35,  wi th  the  fol l owing  deta i l s:  

Frequency range:   1 0  Hz to  55  Hz,  or  
 1 0  Hz to  500  Hz,  or   
 1 0  Hz to  2  000  Hz.  

Ampl i tude:  0 , 75  mm  or acceleration  1 00  m /s2  (wh ichever is  the  l ess  severe)  

Sweep  endurance:   Total  duration :  6  h  

The  detai l  speci fication  shal l  prescribe  the  mounting  method  to  be  used .  (See  1 . 3. 3)  

2.3.4  Shock 

See  I EC 60393-1 : 2008,  4 . 37,  wi th  the  fol lowing  detai l s:  

Pu lse  shape:  Hal f-sine  

Acceleration :  500  m /s2  

Pu lse  duration :   1 1  ms  

Severi ty:  3  successive  shocks  to  be  appl ied  in  each  of the  three  d i rections  ( tota l   
3  shocks)  

The  detai l  speci fication  shal l  prescribe  the  mounting  method  to  be  used  (see  1 . 3. 3).  

2.3.5  Low ai r pressure  

See  I EC 60393-1 : 2008,  4 . 38. 5,  wi th  the  fol lowing  detai ls :  

Ai r pressure:  8  kPa.  

2.3.6  Change of temperature  

See  I EC 60393-1 : 2008,  4 . 34,  wi th  the  fo l l owing  detai ls :  

The  du ration  of the  exposure  at the  extremes  of temperature  shal l  be  30  m in .  

3 Qual i ty assessment procedures  

3.1  General  

See  I EC 60393-1 : 2008,  Clause  H . 1 .  

3.2  Defin i tions  

3.2. 1  Primary stage of manufacture  

For preset  potentiometers,  primary stage  of the  manufacture  i s :  

– For fi lm  types:  The  deposi tion  of the  res isti ve  fi lm  on  the  substrate.  

– For carbon  composi ti on  types:  The  process  wh ich  produces  the  greatest change 
pol ymerization  of the  b inder.  

– For wire-wound  types:  The  wind ing  of the  res istance  wi re  on  the  mandrel  i nsu lation  or 
i nsu lated .  

3.2.2  Structural ly s imi lar components  

Preset potentiometers  are  considered  as  be ing  s tructura l l y s im i l ar i f they are  poten tiometers  
produced  wi th  the  same or s im i l ar processes  and  materia ls ,  and  that have  the  same nom inal  
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d imensions  bu t  have  d i fferent  res istance  values  and  temperature  characteristics  (or 
coefficien ts)  of res istance.  

3.2.3  Assessment l evels  EZ and  FZ (zero  nonconforming)  

Assessment levels  EZ and  FZ meet the  requ irements  of “zero  nonconform ing”  approach .  They 
have  been  i n troduced  to  a l ign  the  assessment procedures  and  l evels  wi th  curren t i ndustry 
practices  by prescribing  the  perm i tted  number of nonconform ing  i tems  (acceptance  number)  c  

as  zero.  

Therefore  the  sample  s i ze  for l ot-by- lot testing  i s  determ ined  by I EC 61 1 93-2: 2007,  Table  1 .  

3.3  Qual i fication  approval  

3.3. 1  General  

The procedures  for q ual i fication  approval  testi ng  are  g iven  i n  I EC  60393-1 : 2008,  C lause  H . 5.  

The  schedu le  to  be  used  for qual i fication  approval  testi ng  on  the  bas is  of lot-by- lot and  
period ic test i s  g i ven  in  3 . 4 .  

The  procedure  using  a  fi xed  sample  s i ze  schedu le  is  g i ven  in  3 . 3. 2  and  3. 3. 3  be low.  

3.3.2  Qual i fication  approval  on  the  basis  of the  fixed  sample  s ize  procedure  

Sampl ing  

The  fixed  sample  s i ze  procedure  i s  described  i n  I EC 60393-1 : 2008,  H . 5. 3  b) .  The  sample  
shal l  be  representative  of the  range  of va lues  for wh ich  approval  i s  sough t.  Th is  may or may 
not be  the  complete  range  covered  by the  detai l  speci fication .  

The  sample  shal l  consist of specimens  having  the  h ighest and  l owest res istance  values  for 
wh ich  approval  i s  being  sought.  I t  shou ld  a lso  i nclude  the  specimens  having  the  cri tical  
res istance  value,  i f th is  i s  wi th in  the  range  be ing  subm i tted .  When  approval  i s  being  sought  
for more  than  one  temperature  coefficient (or characteristics)  of res istance,  the  sample  shal l  
con tain  specimens  represen tati ve  of the  d i fferent temperature  coefficients  (or characteristics)  
of res istance.  I n  a  s im i lar manner,  the  sample  shou ld  contain  a  proportion  of specimens  of the  
d i fferent res istance  va lues  having  the  closest tolerance for wh ich  approval  i s  being  sought.  
The  proportion  of specimens  having  the  d i fferent  characteristics  shal l  be  proposed  by the  
manufacturers  ch ief i nspector and  shal l  be  to  the  satisfaction  of a  certification body (for example 
IECQ CB).  

Spare  specimens  are  perm i tted  as  fo l l ows:  

a)  One  per res istance  value  and  one  per each  temperature  coefficien t or temperature  
characteristic value  wh ich  may be  used  to  replace  the  perm i tted  nonconform ing  i tems  in  
Group  0 .  

b)  One  per res istance  va lue  and  one  per each  temperature  coefficien t or temperature  
characteristic value  wh ich  may be  used  to  replace  specimens  wh ich  are  nonconform ing  
because  of i nciden ts  not  attributable  to  the  manufacturer.  The  number g iven  i n  Group 0  
assume that a l l  g roups  are  appl icable.  

When  add i tional  groups  are  in troduced  in to  the  qual i fication  approval  test  schedu le,  the  
number of specimens  requ i red  for Group  0  shal l  be  i ncreased  by the  same number as  that 
requ ired  for the  add i ti onal  g roups.  

International  Electrotechnical  Commission

 



 – 1 6  – I EC 60393-2: 201 5    I EC  201 5  

3.3.3  Tests  

The complete  series  of tests  speci fi ed  in  Table  3  are  requ i red  for the  approval  of 
poten tiometers  covered  by one  deta i l  speci fication .  The  tests  of each  group  shal l  be  carried  
ou t i n  the  g iven  order.  

The  whole  sample  shal l  be  subjected  to  the  tests  of Group  0  and  then  d i vided  for the  other 
groups.  

Specimens  found  non-conform ing  during  the  test of Group 0  shal l  not be  used  for the  other 
groups.  

"One  nonconform ing  i tem"  is  counted  when  a  potentiometer has  not  sati sfied  the  whole  or a  
part of the  tests  of a  group.  

The  approval  i s  g ranted  when  the  number of nonconform ing  i tems  does  not exceed  the  
speci fied  number of perm issib le  nonconform ing  i tems  for each  group  or sub-group  and  the  
tota l  number of perm issib le  non-conformances.  

I n  Table  3  the  fixed  sample  s i ze  test schedu le  i s  g i ven .  I t  i ncludes  detai l s  of sampl ing  and  
perm iss ible  nonconform ing  i tems  for d i fferent  tests  for groups  of tests  and  g ives,  together wi th  
the  deta i l s  of the  test  con tained  in  I EC  60393-1 : 2008,  C lause  4 ,  and  Clause  2  of th is  s tandard ,  
a  complete  summary of test  cond i ti ons  and  performance  requ i rements.  

I t  i s  i nd icated  i n  Table  3,  where,  for the  test  methods,  test  cond i ti ons  and /or performance 
requ i rements,  a  choice  shal l  be  made  i n  the  detai l  speci fication .  

The  cond i ti ons  of test  and  the  performance requ i rements  for the  fixed  sample  s ize  test 
schedu le  shal l  be  i den tical  to  those  prescribed  i n  the  deta i l  speci fication  for qual i ty 
conformance  inspection .  
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Table  3  – F ixed  sample  size  test schedu le  for qual i fication  approval  (1  of 7)  

Subclause  number  
and  test a  

D  

or 

ND  b  

Condi tions  of test a  

Sample  si ze  
and  cri terion  of 
acceptabi l i ty b  

Performance  
requ i rements  a  

n  c  

GROUP 0  

4 . 4 . 1  Vi sual  
exam inati on  

 

ND   1 1 4  g  
 

0  

 

 

As  i n  4 . 4. 1  

Leg i b le  marking  and  as  
speci fi ed  i n  the  detai l  
speci fi cation  

4 . 6  E lement 
 res i stance  

    As  i n  4 . 6. 3  

4 . 4. 2   D imensions  
  (gaug i ng )  

    See  detai l  speci fi cati on  

4 . 7   Term inal  
 res i stance   

 Resistance  between  a  and  b  

Resistance  between  b  and  c  

  R  ≤  . . .  Ω  

R  ≤  . . .  Ω  

4 . 4 . 4  Total  mechan ical   
 travel  

 -  Lead  screw styl es  
Effecti ve  operati ng  tu rns. . .  

-  Rotary s tyles   

  ≥70  %  of tota l  mechan ical  
travel  

See  detai l  speci fi cati on   

4 . 4 . 6   Effecti ve  e l ectri cal  
 travel   

 -  Lead  screw styl es  
 

-  Rotary styles   

  ≥70  %  of the  measured  
total  mechan ical  travel  

See  detai l  speci fi cati on   

4 . 5   Con ti nu i ty  c        As  i n  4 . 5. 1  or 4 . 5. 2   

4 . 1 5   Rotati ona l  noi se   Method  B  or Method  C    ≤  . . .  %  or . . .  Ω  

4 . 1 2   Vol tage  proof 
( I nsu lated  
potentiometers  
on l y)  h  

 

Normal  a i r pressure  

  As  i n  4 . 1 2. 5  

Spare  specimens    5    

GROUP 1  

4 . 1 8  S tarti ng  torque  

D   20  0  

 

 

See  detai l  speci fi cati on  

4 . 32  Solderabi l i ty                       Sol der bath  method  

Temperatu re  and  du ration :  

SnPb:  (235  ±  5)  °C,  (2  ±  0 , 5)  s  

SnAgCu:  (245 ±  5) °C,  (3 ±  0,3) s 

  Good  ti nn i ng  as  evi denced  
by free  fl owing  of the  
sol der wi th  wetti ng  of the  
term inal s .  

4 . 45  Solvent 
res i stance  of the  
marking   
( i f appl i cab le)  

 

 Solvent:  
Solvent  temperature:  . . .  
Method  1  
Rubbing  materia l :  cotton  wool  

Recovery:  . . .  

  See  detai l  speci fi cati on  

 

 

Leg i ble  marking  

4 . 1 4  Temperatu re  
characteri sti c  of 
res i stance  

 Lower category 
temperatu re/20  °C  

  ∆R/R  ≤  . . .  %  

20  °C  /  70  °C    ∆R/R  ≤  . . .  %  

20  °C  /  U pper category 
temperatu re  

  ∆R/R  ≤  . . .  %  

4. 21  Locking  torque  
 ( i f appl i cab le)  

 

 

 Ou tpu t  vol tage  rati o  
 

 

Vi sual  exam ination  

  

ac

ab

U

U
∆ ≤  . . .  %  

As  i n  4 . 21 . 2  
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Table  3  (2 of 7)  

Subclause  number  
and  test a  

D  

or 

N
D  b  

Condi tions  of test a  

Sample  s ize  
and  cri terion  of 
acceptabi l i ty b  

Performance   
requ i rements  a  

n  c  

4. 20   End  stop  torque    -   For types  fi tted  wi th  end  
stops:  As  speci fi ed  i n  
4 . 20. 1  
Not  l ess  than  fi ve  t imes  
the  upper l im i t  of the  
starti ng  torque  (Un less  
otherwise  stated  by the  
detai l  speci fi cati on )  

-   For types  fi tted  wi th  
s l i pping  clu tches:  
As  speci fi ed  i n  4 . 20. 2  

  As  i n  4 . 20. 1  
 
 
 
 
 
 

As  i n  4 . 20. 2  

4 . 22   Thrust  and  pu l l  on  
 shaft   

 On ly the  th rust  shal l  be  
appl i ed .  The  pu l l  i s  not  
appl i cabl e  

-  Hal f of the  specimens  

As  speci fi ed  i n  4 . 22 . 2  
 
Con ti nu i ty  

-  Remain ing  specimens  

As  speci fi ed  i n  4 . 22. 3  

Setti ng  stabi l i ty (ou tpu t  
vol tage  rati o)  (as  i n  
4 . 1 7. 2 . 1 )  

   
 
 

 

As  i n  4 . 22 . 2  

 
 

As  i n  4 . 22 . 3  

ac

ab

U

U
∆ ≤  . . .  %  

4 . 40  Mechan ica l  
 endurance  
 (potentiometers)  

 Number of cycl es:  200  
Rate:   

-   Rotary types:  5  to  1 0  
cycles  per m inu te  

-  Lead  screw types: .  

Vi sual  exam ination  

E lement res i stance  

Starti ng  torque  

Rotati ona l  noi se,  

Method  B  or Method  C  

   
 
 
 
 

As  i n  4 . 40. 6  

∆R  ≤  ±(. . .  %  +  . . .  Ω )  

. . .  mN ･ m  to  . . .  mN ･ m 

 

Method  B :  ≤  . . .  %  or . . .  Ω  
(wh ichever i s  g reater)  

Method  C:  ≤  . . .  Ω  

GROUP 2  D  24  0   

   (1 2  of 
the  

sample)  

0   

4 . 30   Robustness  of 
 term inal s   

 The  test  appropriate  to  the  
type  of term inal  

Vi sual  exam ination  

E lement res i stance   

   
 

As  i n  4 . 30. 8  

∆R  ≤  ±(. . .  %  +  . . .  Ω )  

4 . 33   Resistance  to  
 sol deri ng  heat  

 -   For potenti ometers  
des igned  for pri n ted  board  
appl i cations:   
Method  1  

-   For other 
potentiometers:  
Method  2  

E lement res i stance  

Term inal  res i stance:  

Resistance  a  to  b  

Resistance  b  to  c   

  As  i n4 . 33. 2  a)  
 
 

As  i n  4 . 33. 2  b)  
 

∆R  ≤  ±(. . .  %  +  . . .  Ω )  

 

≤  . . .  Ω  

≤  . . .  Ω  
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Table  3  (3 of 7)  

Subclause  number  
and  test a  

D  

or 

ND  b  

Condi tions  of test a  

Sample  si ze  
and  cri terion  of 
acceptabi l i ty b  

Performance   
requ i rements  a  

n c  

4. 44  Component  
 sol vent  
 res i stance  
 ( i f appl i cab le)    

 Sol ven t: . . .   
Solven t  temperature:  . . .  
Method  2  

Recovery: . . .   

  See  detai l  speci fi cati on   

4 . 31  Seal i ng   
 ( i f appl i cab le)   

 Temperatu re:  85  °C  to  90  °C    As  i n  4 . 31 . 3  

   (Other 
1 2  of 
the  

sample)  

0  

 

 

4 . 34  Change  of 
 temperatu re  d  

 T
A
 =  Lower category 

 temperatu re  

T
B
 =  Upper category 

 temperatu re   

   

  Vi sual  exam ination     As  i n  4 . 34. 5  

  Setti ng  stabi l i ty (ou tpu t  
vol tage  rati o)  

(as  i n  4 . 1 7. 2 . 1 )  

 

  

ac

ab

U

U
∆ ≤  . . .  %  

 

  E l ement res i stance     ∆R  ≤  ±( . . .  %  +  . . .  Ω )  

4 . 37  Shock  For mounti ng  method  see  
detai l  speci fi cation   

   

  Pu l se  shape:  ha l f s i ne      

  Acceleration :  500  m /s2     

  Pu l se  du ration : 1 1  ms      

  Vi sual  exam ination     As  i n  4 . 37. 3  

  E l ement res i stance     ∆R  ≤  ±( . . .  %  +  . . .  Ω )  

  Setti ng  stabi l i ty (ou tpu t  
vol tage  rati o)  

(as  i n  4 . 1 7. 2 . 1 )  

  

ac

ab

U

U
∆ ≤  . . .  %  

4 . 35  Vibrati on   d ,  e   For mounti ng  method  see  
detai l  speci fi cation   

   

  F requency range:   
. . .  Hz to. . .  Hz  

   

  Ampl i tude:  0 , 75  mm  or 
acceleration  1 00  m /s2  
(wh ichever i s  the  l ess  
severe)  

   

  Sweep endu rance:      

  Total  d u ration :  6  h  d     
      

-  Measurements  
 du ri ng  test  

 E l ectri cal  conti nu i ty  
(as  speci fi ed  i n  4 . 35. 4)  

  There  shal l  be  no  

d i sconti nu i ty >1 00  µs  

      

-  F i nal   
 measurements  

 
Vi sual  exam ination  

  As  i n  4 . 35. 5  
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Table  3  (4 of 7)  

Subclause  number  
and  test a  

D  

or 

N
D  b  

Condi tions  of test a  

Sample  s ize  
and  cri terion  of 
acceptabi l i ty  b  

Performance   
requ i rements  a  

n c  

  Setti ng  stabi l i ty (ou tpu t  
vol tage  rati o)  

(as  i n  4 . 1 7. 2 . 1 )  

 

 

 

 

ac

ab

U

U
∆ ≤  . . .  %  

  E l ement res i stance    ∆R  ≤  ±(. . .  %  +  . . .  Ω )  

 

4. 38  Cl imati c  sequence  

 
 

24  0   

-  Dry heat   Vi sual  exam ination    As  i n  4 . 38. 2. 2  

-  Damp heat,  
cycl i c,  

 Test  Db,  fi rst  
cycle  

 

 

   

-  Cold   S tarti ng  torque    . . .  mN ･ m  to  . . .  mN ･ m 

-  Low a i r pressu re  

 

 8  kPa  

Vol tage  proof ( i nsu l ated  
potentiometers  on ly)  h  

   

As  i n  4 . 38. 5. 3  

-  Damp heat,   
 cycl i c,  Test  Db,  
 remain ing  cycle  

 
 

   

-  DC  l oad  f      As  i n  4 . 38. 7  

-  I nsu lation  vol tage  f      As  i n  4 . 38. 8   

-  F i nal   
 measurements  

 Vi sual  exam ination  

E lement res i stance  

I nsu lation  res i stance  
( i nsu l ated  poten tiometers  
on l y)  h  

Swi tch  con tact  res i stance  
( i f appl i cab le)  

Con ti nu i ty  

S tarti ng  torque  

Vol tage  proof ( i nsu l ated  
potentiometers  on ly)  h  

  As  i n  4 . 38. 1 0. 1  

∆R  ≤  ±(. . .  %  +  . . .  Ω )  

≥1 00  MΩ  

 

 

≤  . . .  Ω  

As  i n  4 . 5. 1  or 4 . 5. 2  

. . .  mN ･ m  to  . . .  mN ･ m 

As  i n  4 . 38. 1 0. 7  

GROUP 3  D  20  0   

4 . 43. 2  E lectri cal  
endurance  at  
70  °C  

 Duration :  1  000  h     

  -  Loaded  between  a  and  c:  

Exam ination  at  48  h ,  500  h  
and  1  000  h :  

(1 0)    

 

Vi sual  exam ination    As  i n  4 . 43. 2 . 6  a)  

E lement  res i stance    ∆R  ≤  ±(. . .  %  +  . . .  Ω )  

-  Loaded  between  a  and  b:  

Exam ination  at  48  h ,  500  h  
and  1  000  h :  

(1 0)    

Vi sual  exam ination    As  i n  4 . 43. 2 . 6  a)  

  Resi stance  between  a  and  
b :  

  ∆R  ≤  ±(. . .  %  +  . . .  Ω )  

  E l ement  res i stance    ∆R  ≤  ±(. . .  %  +  . . .  Ω )  

 

International  Electrotechnical  Commission

 



I EC 60393-2: 201 5    I EC  201 5  – 21  – 

Table  3  (5 of 7)  

Subclause  number  
and  test a  

D  

or 

N
D  b  

Condi tions  of test a  

Sample  s ize  
and  cri terion  of 
acceptabi l i ty b  

Performance   
requ i rements  a  

n c  

  Al l  specimens     

  Exam ination  at  1  000  h :     

  I nsu lation  res i stance  
( i nsu l ated  potentiometers  
on l y)  h  

  ≥1  GΩ  

  Rotati ona l  noi se,   
Method  B  or Method  C  

    

Method  B :  ≤  . . .  %  or . . .  Ω  
(wh i chever i s  g reater)  

Method  C:  ≤  . . .  Ω  

GROUP 4  

4. 4. 3  Dimensions  (detai l )  

 

N
D  

  

1 0  

 

0  

 

As  speci fi ed  i n  the  deta i l  
speci fi cation  

GROUP 5  D   20  0   

4 . 39   Damp heat,  
s teady s tate  

 1 )  As  i n  4 . 39. 2 . 1   
1 st  g roup:  4  specimens  
2nd  g roup:  8  specimens  
3 rd  group:  8  specimens  

   

  2 )  As  i n  4 . 39. 2 . 2  
1 st  g roup:  1 0  specimens  
2nd  g roup:  1 0  specimens  

   

  DC l oad  f    As  i n  4 . 39. 3  

  I nsu lation  vol tage   f,  h    As  i n  4 . 39. 4  

      

-  F i nal   
 measurements  

 Vi sual  exam ination    As  i n  4 . 39. 6. 1  

  E l ement  res i stance    ∆R  ≤  ±( . . .  %  +  . . .  Ω )  

  I nsu lation  res i stance    >1 00  MΩ  

  ( i nsu l ated  potentiometers  
on l y)   h  

   

  Con ti nu i ty    As  i n  4 . 5. 1  or 4 . 5. 2  

  S tarti ng  torque    . . .  mN ･ m  to  . . .  mN ･ m 

  Rotati ona l  noi se,   
Method  B  or Method  C  

   

Method  B :  ≤  . . .  %  or . . .  Ω  
(wh ichever i s  g reater)  

Method  C:  ≤  . . .  Ω  

  Vol tage  proof ( i nsu l ated  
potentiometers  on ly)  h  

  As  i n  4 . 39. 6. 8  

GROUP 6  D   20  0   

4 . 43. 3  E lectri cal  
 endurance  at
 upper category 
 temperatu re  

 Duration :  1  000  h  

-   Loaded  between  a  and  
c:  Exam inati on  at  48  h ,  
500  h  and  1  000  h :  

 

(1 0 )  

  

  Vi sual  exam ination    As  i n  4 . 43. 3. 7  a)  

  E l ement  res i stance    ∆R  ≤  ±( . . .  %  +  . . .  Ω )  

  -   Loaded  between  a  and  
b:  Exam ination  at  48  h ,  
500  h  and  1  000  h :  

(1 0)    
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Table  3  (6 of 7)  

Subclause  number  
and  test a  

D  

or 

N
D  b  

Condi tions  of test a  

Sample  s ize  
and  cri terion  of 
acceptabi l i ty b  

Performance   
requ i rements  a  

n c  

  Vi sual  exam ination    As  i n  4 . 43. 3. 7  a)  

  Res istance  between  a  and  b    ∆R  ≤  ±(. . .  %  +  . . .  Ω )  

  E l ement  res i stance    ∆R  ≤  ±( . . .  %  +  . . .  Ω )  

  Al l  specimens     

  Exam ination  at  1  000  h :  
I nsu lation  res i stance  
( i nsu l ated  potentiometers  
on l y)  h  

  

≥1  GΩ  

GROUP 7  D  20  0   

4 . 43   E l ectri cal  
 endurance  at  
 temperatu res  
 other than  70  °C  
 ( i f appl i cab le)  

 (Th i s  g roup  i s  on l y 
appl i cabl e  i f a  derati ng  
cu rve  other than  those  
shown  i n  2 . 2 . 3  of th i s  
speci fi cation  i s  cl a imed  i n  
the  detai l  speci fi cati on )  

   

  Duration :  1  000  h     

  -   Loaded  between  a  and  
c:  Exam inati on  at  48  h ,  
500  h  and  1  000  h :  

(1 0)    

  Vi sual  exam ination    As  i n  4 . 43. 1 . 6  a)  

  E l ement  res i stance    ∆R  ≤  ±( . . .  %  +  . . .  Ω )  
(as  for G roup  3 )  

  -   Loaded  between  a  and  
b:  Exam ination  at  48  h ,  
500  h  and  1  000  h :  

(1 0)   
 

  Vi sual  exam ination    As  i n  4 . 43. 1 . 6  a)  

  Res i stance  between  a  and  b    ∆R  ≤  ±(. . .  %  +  . . .  Ω )  
(as  for Group  3)  

  E l ement  res i stance    ∆R  ≤  ±( . . .  %  +  . . .  Ω )  

  Al l  specimens     

  Exam ination  at  1  000  h :  
I nsu lation  res i stance  
( i nsu l ated  potentiometers  
on l y)  h  

  

≥1  GΩ  
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Table  3  (7 of 7)  

a  Subclause  numbers  of test  and  performance  requ i rements  refer to  I EC 60393-1 : 2008,  except for some 
severi ti es  for envi ronmental  tests  and  l im i ts  of change  i n  res i stance  or ou tpu t  rati o,  wh ich  have  to  be  taken  
from  the  rel evant  cl auses  of th i s  sectional  speci fi cation .  

b  I n  th i s  Tabl e:  

 n  =  the  sample  s i ze  
 c  =  the  group  acceptance  cri terion  (perm i tted  number of defecti ves  per g roup).  
 D  =  destructi ve  

 ND  =  non -destructi ve  

c  The  conti nu i ty test  may be  performed  wh i l s t  the  effecti ve  e l ectri cal  travel  i s  bei ng  checked .  

d  The  requ i rements  for preset potentiometers  i n  the  test  method  shal l  appl y.  

e  Th i s  test  i s  on l y appl i cabl e  to  potenti ometers  of cl imati c  category 25/-/-,  40/-/-,  55/-/-  and  65/-/-.  

f  The  d . c.  l oad  test  and  the  i nsu l ation  vol tage  test  are  consi dered  as  a l ternati ves.  The  detai l  speci fi cation  shal l  
i nd icate  wh ich  test  appl i es.  

g  The  sample  s i ze  i n  Group  0  shal l  be  i ncreased  by 20  specimens  when  Group  7  i s  appl i cabl e.  

h  For method  of mounti ng  see  4 . 1 2  or 4 . 1 3,  as  appropriate,  of I EC 60393-1 : 2008,  wi th  the  fol l owing  detai l s :  

1 )  Components  des igned  as  "mounted  by body"  shal l  be  mounted  as  i n  4 . 1 2. 1 .  

2)  Components  des igned  as  "mounted  by term inal s"  shal l  be  tested  wh i l s t  mounted  by thei r term inal s  on  a  
pri n ted  board ,  i rrespecti ve  of whether any hol es  exi st  wh ich  cou ld  perm i t  mounti ng  by the  body.  

 

3.4  Qual i ty conformance  i nspection  

3.4. 1  Formation  of inspection  lots  

An  i nspection  l ot  shal l  cons ist of s tructura l l y s im i l ar potentiometers .  (See  3. 2. 2) .  I n  add i ti on ,  
the  fol lowing  detai l s  are  appl icable:  

a)  Groups  A and  B :  These  tests  shal l  be  carried  ou t  on  a  l ot-by- lot  bas is  and  res istance  
values  shal l  be  represen tati ve  of production .  

b)  Group  C  

1 )  The  sample  shal l  be  col l ected  over 1 3  weeks.  

2)  The  sample  shal l  be  representative  of the  range  of resistance  va lues  produced  du ring  
th is  period .  

c)  Group  D :  As  Group  C,  except that the  sample  shal l  be  col l ected  over the  l ast 1 3  weeks  of 
the  i nspection  period .  

There  shal l  be  satisfactory balance  between  h igh ,  low and  cri tical  res istance  va lues  i n  the  
samples  taken .  

3.4.2  Test schedule  

The schedu le  for the  l ot-by- lot  and  period ic  tests  for qual i ty conformance  i nspection  i s  g iven  
i n  Table  2  of the  b lank detai l  speci fication .  

3.4.3  Assessment l evels  

The assessment level (s)  g i ven  i n  the  b lank deta i l  speci fication  shal l  preferabl y be  selected  
from  Table  4  and  Table  5 .  
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Table  4  – Qual i ty conformance  i nspection:  Lot-by-lot inspection  

Assessment  l eve l  EZ  Assessment  l eve l  FZ  

Inspection  subgroup  d  I L  a  n  a  c  a  I nspection  subgroup  d  I L  a  n  a  c  a  

A0  

4. 6   E l ement 
res i stance  

1 00  %  b  

 

A0  

4. 6   E l ement  
res i stance  

1 00  %  b  

A1  

4. 4. 1   Vi sual  
exam inati on  

I I  c  0  

A1  

4. 4. 1   Vi sual  
exam inati on  

S-3  c  0  

A2  

4. 4. 2   D imensions  e  
(gaug i ng )  

S-2  

 

 

c  0  
A2  

4. 5   Conti nu i ty  
S-3  c  0  

A3  

4. 7   Term inal  
res i stance  

4 . 5   Conti nu i ty  

4 . 1 5   Rotati ona l  noi se  

4 . 1 2   Vol tage  proof 

S-3  

 

 

 

 

c  0  

 

   

B1  

4. 1 8   S tarti ng  torque  

4 . 31   Seal i ng  ( i f 
appl i cabl e)  

S-2  

 

 

 

c  0  

B1  

4. 1 2   Vol tage  proof 

4 . 32   Solderabi l i ty  

4 . 45   Sol ven t 
res i stance  of the  
marking  ( i f 
appl i cabl e)  

S-2  c  0  

B2  

4. 32   Solderabi l i ty  

4 . 45   Solvent  
res i stance  of the  
marking  ( i f 
appl i cabl e)  

S-2  c  

0  

    

a  I L  =  the  i nspection  l evel   
n  =  the  sample  s i ze  
c  =  the  perm issib le  number of nonconform ing  i tems  

b  Th i s  i nspection  shal l  be  performed  after removal  of nonconform ing  i tems  by 1 00  %  testi ng  d uri ng  the  
manufacturi ng  process.  Whether the  l ot  was  accepted  or n ot,  a l l  of samples  for sampl i ng  i nspection  shal l  be  

i nspected  i n  order to  mon i tor ou tgoi ng  q ual i ty l eve l  by noncon form ing  i tems  per m i l l i on  (× 1 0–6) .  The  

sampl i ng  l evel  sha l l  be  establ i shed  by the  manufacturer,  preferab ly accord i ng  to  I EC 61 1 93-2 : 2007,   
Annex A.  

I n  case  one  or more  nonconform ing  i tems  occur i n  a  sample,  th i s  l ot  shal l  be  rej ected  bu t  a l l  nonconform ing  
i tems  shal l  be  counted  for the  cal cu lation  of qual i ty l evel  va l ues.  

I f appl i cable,  ou tgoing  qua l i ty l eve l  by nonconform ing  i tems  per m i l l i on  (× 1 0–6)  va l ues  shal l  be  cal cu l ated  by 

accumu lati ng  i nspection  data  accord ing  to  the  method  g i ven  i n  I EC 61 1 93-2: 2007,  6 . 2 .  

c  N umber to  be  tested :  Sample  s i ze  shal l  be  determ ined  accord i ng  to  I EC 61 1 93-2: 2007,  4 . 3. 2 .  

d  The  content  of the  i nspection  subgroups  i s  described  i n  Cl ause  2  of the  rel evant b l ank detai l  speci fi cation .  

e  Th i s  test  may be  replaced  by i n -production  testi ng  i f the  manufacturer i nsta l l s  s tati sti cal  process  control  
(SPC)  on  d imensional  measurements  or other mechan isms  to  avoid  part  exceed i ng  the  d imensiona l  l im i ts .  
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Table  5  – Qual i ty conformance  inspection :  Periodic testing  (1  of 2)  

Assessment l evel  EZ  Assessment l evel  FZ  

Inspection  subgroup  b  p  a  n  a  c  a , c  I nspection  subgroup  b  p  a  n  a  c  a, c  

C1  

4. 1 4   Temperatu re  
characteri sti c  of 
res i stance  

4 . 21   Locking  torque   
( i f appl i cab le)  

4 . 20   End  stop  torque  

4 . 22   Thrust  and  pu l l  on  
shaft  

4 . 4 . 4   Total  mechan ical  
travel  

4 . 4 . 6   Effecti ve  e l ectri cal  
travel  

3  

 

20  

 

0  

 

 

 

 

 

 

 

 

C1  

4. 4. 2   D imensions   
(gaug i ng )  

4 . 4 . 4   Total  mechan ical  
travel  

4 . 4 . 6   Effecti ve  e l ectri cal  
travel  

3  1 2  0  

C2  3  24  0  C2  

4. 30   Robustness  of 
term inal s  

4 . 1 5   Rotati ona l  noi se  

3  1 2  0  

C2A  (Part  of sample)  

4 . 30   Robustness  of 
term inal s  

4 . 33   Resi stance  to  
sol dering  heat  

4 . 44   Component  
solvent  res i stance  
( i f appl i cab le)  

4 . 31   Seal i ng  
( i f appl i cab le)  

3  1 2  0  

C2B (Part  of sample)  

4 . 34   Change  of 
temperatu re  

4 . 37   Shock 

4 . 35   Vibrati on  

3  1 2  0  

C2   (Combined  sample  C2A 
and  C2B)  

4 . 38   Cl imati c  sequence  

3  24  0  

C3  

4. 43. 2   E l ectri cal  
endurance  at  
70  °C  

6  20  0  C3  

4. 43. 2   E l ectri cal  
endurance  at  70  °C  

6  1 2  0  

C4 

4. 40   Mechan ica l  
endurance  
(potentiometers)  

6  20  0      

D1  

4. 39   Damp heat,  
s teady s tate  

1 2  20  0  D1  

4. 39   Damp heat,  s teady 
state  

1 2  1 2  0  

D2  

4. 43. 3   E l ectri cal  
endurance  at  
upper category 
temperatu re  

36  20  0  D2  

4. 40   Mechan ica l  
endurance  
(potentiometers)  

1 2  1 2  0  

 

International  Electrotechnical  Commission

 



 – 26  – I EC 60393-2: 201 5    I EC  201 5  

Table  5  (2 of 2)  

Assessment l evel  EZ  Assessment l evel  FZ  

I nspection  subgroup  b  p  a  n  a  c  a  I nspection  subgroup  b  p  a  n  a  c  a  

D3  

4. 4. 3   D imensions  
(detai l )  

36  1 0  0  D3  

4. 1 8   S tarti ng  torque  

4 . 20   End  stop  torque  

4 . 21   Locking  torque   
(when  appl i cabl e)  

4 . 7   Term inal  res i stance  

4 . 22  Thrust  and  pu l l  on  
shaft  

1 2  6  0  

D4 

4. 43   E l ectri cal  endu rance  
at  temperatu re  other 
than  70  °C  
( i f appl i cab le)  

36  20  0  D4  24  1 2  0  

D4A   (Part  of sample)  

4 . 33   Resistance  to  
sol dering  heat  

4 . 44   Component  solvent  
res i stance  
( i f appl i cab le)  

24  6  0  

D4B   (Part  of sample)  

4 . 34   Change  of 
temperatu re  

4 . 35   Vibrati on   

24  6  0  

D4   (Combined  sample  
D4A and  D4B)  

4 . 38   Cl imati c  sequence  

24  1 2  0  

    D5 

4. 1 4   Temperatu re  
characteri sti c  of 
res i stance  

4 . 4 . 3   D imensions  
(detai l )  

24  1 2  0  

a  I n  th i s  table:  

p  =  the  period ici ty i n  months   
n  =  the  sample  s i ze   
c  =  perm issible  number of nonconform ing  i tems  

b  The  con ten t  of the  i nspection  subgroups  i n  C lause  2  of the  re l evant  b l ank detai l  speci fi cati on .  

c  I f one  nonconform ing  i tem  is  obtained ,  a l l  the  tests  of subgroup  shal l  be  repeated  on  a  new sample  and  then  
no  fu rther nonconform ing  i tems  are  perm i tted .  Release  of product  may con ti nue  du ri ng  repeat  testi ng .  

 

3.5  Delayed  del ivery 

The provisions  of I EC  60393-1 : 2008,  Clause  H . 1 0 ,  shal l  appl y,  except that the  i nspection  level  
shal l  be  reduced  to  S-2  and  (except for carbon  composi ti on  poten tiometers)  the  period  shal l  
be  extended  to  two years.  The  period  for carbon  composi ti on  potentiometers  shal l  remain  at 
one  year.  
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POTENTIOMÈTRES UTILISÉS DANS  

LES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES –  
 

Partie  2:  Spéci fication  intermédiaire  –  
Potentiomètres  d 'ajustement mul ti tours  et rotatifs  

 
AVANT-PROPOS 

1 )  La  Commission  E lectrotechn i que  I n ternational e  ( I EC)  est  une  organ isation  mond ia l e  de  normal i sation  
composée  de  l ' ensemble  des  com i tés  é l ectrotechn i ques  nati onaux (Com i tés  nationaux de  l ’ I EC).  L ’ I EC a  pou r 
objet  de  favori ser l a  coopérati on  i n ternati ona le  pou r tou tes  l es  questions  de  normal i sati on  dans  l es  domaines  
de  l ' é l ectri ci té  et  d e  l 'é l ectron ique.  A cet  effet,  l ’ I EC – en tre  au tres  acti vi tés  – publ i e  d es  Normes  i n ternati ona les,  
des  Spéci fi cations  techn i ques,  des  Rapports  techn i ques,  d es  Spéci fi cations  accessib les  au  publ i c  (PAS)  et  des  
Gu ides  (ci -après  dénommés  "Publ i cati on (s)  de  l ’ I EC").  Leur é l aborati on  est  confiée  à  des  com i tés  d 'études,  aux 
travaux desquels  tou t  Com i té  nati onal  i n téressé  par l e  su jet  tra i té  peu t  parti ci per.  Les  organ isations  
i n ternati ona les ,  gouvernementales  et  non  gouvernementa les ,  en  l i a i son  avec l ’ I EC,  parti ci pent  égal ement  aux 
travaux.  L’ I EC col l abore  étroi tement  avec l 'Organ isati on  I n ternati onale  d e  Normal i sation  ( I SO),  selon  des  
cond i ti ons  fi xées  par accord  en tre  l es  d eux organ isations.  

2)  Les  décis ions  ou  accords  offi ciel s  de  l ’ I EC concernant  l es  q uestions  techn i ques  représenten t,  dans  l a  mesure  
du  possibl e,  un  accord  i n ternational  su r l es  su jets  étud iés ,  étant  donné  que  l es  Com i tés  nationaux de  l ’ I EC 
i n téressés  son t  représentés  dans  chaque  com i té  d ’études.  

3)  Les  Publ i cati ons  de  l ’ I EC se  présenten t  sous  l a  forme de  recommandations  i n ternati ona l es  et  sont  agréées  
comme te l l es  par l es  Com i tés  nationaux de  l ’ I EC.  Tous  l es  efforts  rai sonnabl es  son t  en trepri s  afi n  que  l ’ I EC  
s 'assure  de  l 'exacti tude  d u  con tenu  techn ique  de  ses  publ i cati ons;  l ’ I EC ne  peu t  pas  être  tenue  responsabl e  de  
l 'éventuel l e  mauvaise  u ti l i sation  ou  i n terprétation  qu i  en  est  fa i te  par u n  quelconque  u ti l i sateur fi nal .  

4)  Dans  l e  bu t  d 'encou rager l ' un i form i té  i n ternati onale,  l es  Com i tés  nationaux de  l ’ I EC s 'engagent,  dans  tou te  l a  
mesure  possib l e,  à  appl i quer d e  façon  transparen te  l es  Publ i cations  de  l ’ I EC  dans  l eurs  publ i cations  nati onales  
et  rég ional es.  Tou tes  d i vergences  en tre  tou tes  Pub l i cations  de  l ’ I EC et  tou tes  publ i cati ons  nati onales  ou  
rég ionales  correspondantes  do iven t  être  i nd iquées  en  termes  cl a i rs  dans  ces  dern ières.  

5)  L ’ I EC e l l e-même ne  fourn i t  aucune  attestati on  de  conform i té.  Des  organ ismes  de  certi fi cation  i ndépendants  
fourn i ssen t des  services  d 'évaluati on  de  conform i té  et,  d ans  certai ns  secteu rs,  accèdent  aux marques  de  
conform i té  d e  l ’ I EC.  L ’ I EC n 'est  responsabl e  d 'aucun  des  services  effectués  par l es  organ ismes  de  certi fi cation  
i ndépendants.  

6)  Tous  l es  u ti l i sateurs  doi ven t  s 'assurer qu ' i l s  son t  en  possess ion  de  l a  d ern ière  éd i ti on  de  cette  pub l i cation .  

7)  Aucune  responsabi l i té  ne  doi t  être  imputée  à  l ’ I EC,  à  ses  adm in i strateurs,  employés,  auxi l i a i res  ou  mandatai res,  
y compris  ses  experts  parti cu l i ers  et  l es  membres  de  ses  com i tés  d 'études  et  des  Com i tés  nationaux de  l ’ I EC,  
pou r tou t  préjud ice  causé  en  cas  de  dommages  corporel s  et  matérie l s ,  ou  de  tou t  au tre  dommage de  q uel que  
natu re  q ue  ce  soi t,  d i recte  ou  i nd i recte,  ou  pou r supporter l es  coû ts  (y compris  l es  fra i s  de  j usti ce)  et  l es  
dépenses  décou lant  de  l a  publ i cati on  ou  de  l ' u ti l i sation  de  cette  Publ i cati on  de  l ’ I EC  ou  de  tou te  au tre  
Publ i cation  de  l ’ I EC,  ou  au  créd i t  qu i  l u i  est  accordé.  

8)  L 'attenti on  est  atti rée  su r l es  références  normati ves  ci tées  dans  cette  publ i cation .  L ' u ti l i sation  de  publ i cations  
référencées  est  obl i gatoi re  pou r une  appl i cati on  correcte  de  l a  présente  publ i cati on .   

9)  L’attention  est  atti rée  su r l e  fa i t  que  certa ins  des  é l éments  de  l a  présente  Publ i cati on  de  l ’ I EC peuvent  fa i re  
l ’ obj et  de  d roi ts  de  brevet.  L ’ I EC ne  sau rai t  être  tenue  pou r responsable  de  ne  pas  avoi r i d en ti fi é  d e  tel s  d roi ts  
de  brevets  et  de  ne  pas  avoi r s i gna lé  l eur exi stence.  

La  Norme in ternationale  I EC  60393-2  a  été  établ i e  par l e  com i té  d ’études  40  de  l ' I EC:  
Condensateurs  et  rés istances  pour équ ipements  é lectron iques.  

La  présente  trois ième éd i tion  annu le  et remplace  l a  deuxième éd i tion  publ iée  en  1 989,  don t 
e l l e  consti tue  une  révis ion  techn ique.  

Cette  éd i tion  i nclu t l es  mod i fications  techn iques  majeures  su ivantes  par rapport  à  l 'éd i tion  
précédente:  

a)  révision  des informations sur les n iveaux d'assurance EZ et FZ (zéro non-conformité);  

b)  révis ion  éd i toria le  complète.  
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Le  texte  de  cette  norme est  i ssu  des  documents  su ivants:  

FDIS  Rapport  de  vote  

40/2407/FDIS  40/2422/RVD  

 
Le  rapport  de  vote  i nd iqué  dans  le  tableau  ci -dessus  donne  tou te  i n formation  sur l e  vote  ayant  
abouti  à  l 'approbation  de  cette  norme.  

La  présente  Norme i n ternationale  doi t  être  u ti l i sée  con join tement avec l ' I EC 60393-1 : 2008.  

Une  l i ste  de  toutes  les  parties  de  l a  série  I EC  60363,  publ iées  sous  le  t i tre  général  
Potentiomètres utilisés dans les équipements électroniques,  peut être  consu l tée  sur l e  s i te  
web de  l ' I EC.  

Cette  publ ication  a  été  réd igée  selon  l es  D i recti ves  I SO/IEC,  Partie  2 .  

Le  com i té  a  décidé  que  l e  con tenu  de  cette  publ ication  ne  sera  pas  mod i fié  avant l a  date  de  
stabi l i té  i nd iquée  sur l e  s i te  web  de  l ' I EC  sous  "h ttp: //webstore. iec.ch"  dans  l es  données 
re lati ves  à  l a  publ ication  recherchée.  A cette  date,  l a  publ ication  sera   

•  recondu i te,  

•  supprimée,  

•  remplacée  par une  éd i tion  révisée,  ou  

•  amendée.  
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POTENTIOMÈTRES UTILISÉS DANS  
LES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRONIQUES –  

 
Partie  2:  Spécification  intermédiaire  –  

Potentiomètres  d 'ajustement mul ti tours  et rotatifs  
 
 
 

1  Général i tés  

1 . 1  Domaine  d ’appl ication  

La présente  partie  de  l ' I EC  60393  est appl icable  aux potentiomètres  d 'aj ustement mu l ti tours  
et  rotati fs,  bobinés  et  non  bobinés  u ti l i sés  dans  des  équ ipements  é lectron iques.  Ces  
poten tiomètres  son t  pri ncipa lement conçus  pour être  u ti l i sés  pour le  rég lage  de  ci rcu i ts  
n 'exigeant que  des  rég lages  peu  fréquents.  

La  présente  partie  de  l ' I EC 60393  prescri t  des  valeurs  assignées  et  des  caractéristi ques  
préféren tie l les  et  sé lectionne  dans  l ' I EC 60393-1  des  procédures  d ’assurance  de  l a  qual i té,  
des  essais  et  des  méthodes  de  mesure  appropriés .  E l l e  donne  l es  exigences  de  
performances  générales  pour ce  type  de  poten tiomètre.  

La  présente  norme donne l es  exigences  de  performances  et  les  sévéri tés  d 'essais  m in imales.  

1 .2  Références  normatives  

Les  documents  su ivan ts  sont ci tés  en  référence  de  man ière  normative,  en  i n tégra l i té  ou  en  
partie ,  dans  le  présent document et  son t i nd i spensables  pour son  appl ication .  Pour l es  
références  datées,  seu le  l ’ éd i ti on  ci tée  s ’appl i que.  Pour l es  références  non  datées,  la  
dern ière  éd i tion  du  document de  référence  s ’appl i que  (y compris  l es  éven tuels  amendements).  

I EC 60062,  Codes de marquage pour résistances et condensateurs 

I EC 60068-1 : 201 3,  Essais d'environnement – Partie  1 : Généralités et lignes directrices 

IEC 60068-2-1 : 2007,  Essais d'environnement – Partie 2-1 :  Essais – Essai A: Froid 

IEC 60068-2-2 : 2007,  Essais d'environnement – Partie 2-2:  Essais – Essai B: Chaleur sèche 

IEC 60393-1 : 2008,  Potentiometers for use in  electronic equipment – Part 1 : Generic 
specification (d ispon ible  en  ang la is  seu lement)   

I EC 61 1 93-2: 2007,  Quality assessment systems – Part 2:  Selection and use of sampling 
plans for inspection of electronic components and packages (d ispon ib le  en  ang la is  seu lement)  

1 .3  Informations  devant figurer dans  une  spécification  particu l ière  

1 .3. 1  Général i tés  

Les  spéci fications  particu l ières  doivent être  établ ies  à  parti r de  la  spéci fi cation  particu l i ère-
cadre  appl icable .  

Les  spéci fications  particu l i ères  ne  doiven t pas  ind iquer d ’exigences  i n férieures  à  ce l les  de  l a  
spéci fication  générique,  i n terméd ia i re  ou  particu l i ère-cadre.  Lorsque  des  exigences  pl us  
strictes  sont  i ncluses,  e l l es  doiven t être  i nd iquées  dans  un  paragraphe  de  l a  spéci fication  
particu l i ère  et  i nd iquées  dans  l es  programmes d 'essais,  par exemple,  par un  astérisque.  
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Par commod i té,  l es  i n formations  de  1 . 3 . 2  et  1 . 3 . 4  peuvent  être  présen tées  dans  un  tab leau .  

Les  i n formations  su ivantes  doivent  être  données  dans  chaque  spéci fication  particu l ière  et  les  
valeurs  ci tées  doiven t être  chois ies  de  préférence parm i  ce l les  données  dans  l ' article  
approprié  de  l a  présen te  spéci fication  i n terméd iai re.  

1 .3.2  Dessin  d ’encombrement et  d imensions  

La  spéci fication  particu l ière  doi t  con ten ir une  représentation  du  potentiomètre  à  spéci fier.  
Lorsqu ' i l  n 'y a  pas  suffisamment de  p lace  pour montrer l e  détai l  des  d imensions  exigées  pour 
l e  con trôle,  ces  d imensions  doiven t apparaître  sur un  dess in  donné  en  annexe  de  l a  
spéci fication  particu l ière.  

Toutes  les  d imensions  doivent être  données  de  préférence  en  m i l l imètres,  mais,  l orsque  l es  
d imensions  orig inales  son t encore  données  en  pouces  ( i nches),  l es  d imensions  métri ques  
correspondantes  en  m i l l imètres  doivent  être  ajou tées.  

Lorsque  le  poten tiomètre  n 'est pas  conçu  pour être  u ti l i sé  sur des  cartes  imprimées,  cela  doi t  
être  cla i rement ind iqué  dans  la  spéci fication  particu l i ère.  

1 .3.3  Montage  

La  spéci fication  particu l i ère  doi t  i nd iquer l a  méthode de  montage  à  u ti l i ser pour les  essais  de  
tenue  en  tens ion  et  de  rés istance  d ' isolement,  et  pour l a  m ise  en  œuvre  des  essais  de  
vibrations  et de  chocs.  Les  poten tiomètres  doiven t être  fixés  par l eurs  d ispos i ti fs  normaux de  
fixation ,  mais  l eur conception  peu t être  te l le  que  des  d ispos i ti fs  de  mon tage  spéciaux soient  
exigés.  Dans  ce  cas,  l a  spéci fication  particu l ière  doi t  décri re  les  d ispos i ti fs  de  montage  qu i  
do ivent être  u ti l i sés  lors  des  essais  de  tenue  en  tension ,  de  rés istance  d ' i solemen t,  et pour la  
m ise  en  œuvre  des  essais  de  vibrations  et  de  chocs.  Pour ces  dern iers  essais ,  l e  montage  
doi t être  te l  qu ' i l  ne  doi t  pas  y avoir de  vibrations  paras i tes .  

1 .3.4  Modèle  

Voir 2 . 2. 2  de  l ' I EC  60393-1 : 2008.  

Le  modèle  doi t être  i denti fi é  par un  code  à  deux l ettres,  par exemple  AB,  chois i  arbi tra i rement 
pour chaque  spéci fication  particu l i ère.  

La  dés ignation  du  modèle  n 'a  donc pas  de  s i gn i fi cation  tant  que  l e  numéro de  la  spéci fication  
particu l ière  n 'est  pas  également précisé.  

1 .3.5  Loi  de  résistance  

La  lo i  de  rés istance  n 'est généralement pas  véri fi ée.  S i  nécessaire,  l a  spéci fication  
particu l ière  doi t  prescri re  les  poin ts  de  mesure  et  l es  l im i tes  correspondan tes  pour l e  rapport 
de  sortie  et do i t  i nd iquer l a  pos i ti on  des  essais  correspondants  dans  les  programmes  d 'essai s.  

1 .3.6  Valeurs  assignées  et  caractéristiques  

1 . 3.6.1  Général i tés  

Les  va leurs  ass ignées  et  caractéristi ques  doivent être  conformes  aux Articles  correspondants  
de  la  présente  norme et respecter 1 . 3. 6. 2 :  

1 .3.6.2  Résistance  totale  nominale  

Voir 2 . 3. 2  de  l ' I EC  60393-1 : 2008.  
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Lorsque  des  produ i ts  approuvés  conformément à  l a  spéci fication  parti cu l ière  comporten t  
d i fférentes  p lages,  i l  convien t d ’aj outer l a  déclaration  su ivante:  

"La  plage  des  valeurs  d ispon ib les  dans  chaque  modèle  est i nd iquée  dans  le  reg istre  des  
agréments,  d ispon ib le  par exemple  sur l e  s i te  web  h ttp: //www. iecq . org /"  

La  l i s te  des  produ i ts  homologués  (QPL:  Qualified Products List)  est i nd iquée  dans  l e  reg istre  
des  agréments,  d ispon ib le  par exemple  sur l e  s i te  web ci té  ci -dessus.  

1 .3.7  Marquage  

La  spéci fication  particu l i ère  doi t  i nd iquer l e  con tenu  du  marquage  sur l e  potentiomètre  et  sur 
l ’embal lage.  Tou t écart par rapport  à  1 . 4  de  l a  présente  spéci fication  in terméd ia i re  doi t  être  
i nd iqué  de  man ière  spéci fique.  

1 .3.8  Informations  pour les  commandes  

La  spéci fication  particu l i ère  doi t i nd iquer que  l es  i n formations  su ivan tes  son t exigées,  en  cla i r  
ou  sous  la  forme d 'un  code,  l ors  des  commandes:  

a)  rés istance  tota le  nom inale  et  to lérance sur l a  rés istance  tota le  nom inale;  

b)  l oi  de  rés istance  (s i  non  l i néaire);  

c)  numéro et  référence de  l ’ éd i tion  de  l a  spéci fication  particu l ière  et référence  du  modèle.  

1 .3.9  In formations  supplémentai res  (non  destinées  au  contrôle)  

La  spéci fication  particu l ière  peu t inclure  des  i n formations  qu ’ i l  n ’ est  pas  nécessaire  de  véri fier 
par l a  procédure  de  con trôle ,  par exemple  des  schémas  de  ci rcu i t,  des  courbes,  des  dessins  
et  des  notes  servant  à  expl i quer l a  spéci fication  particu l i ère.  

1 .4  Marquage  

1 .4. 1  Général i tés  

Si  un  codage  est u ti l i sé  pour la  rés istance  nom inale,  l a  to lérance  et  l a  date  de  fabrication ,  l a  
méthode doi t être  chois ie  parm i  ce l l es  données  dans  l ' I EC  60062.  

Les  i n formations  fourn ies  par l e  marquage sont  normalement sé lectionnées  dans  la  l i ste  
su ivante.  L ’ importance  re lati ve  de  chaque  é lémen t est i nd iquée  par sa  pos i tion  dans  l a  l i ste:  

a)  rés istance  tota le  nom inale;  

b)  to lérance  sur l a  rés istance  totale  nom inale ;  

c)  l oi  de  rés istance  (s i  non  l i néaire);  

d )  spéci fication  particu l ière  et  référence du  modèle;  

e)  année  et  mois  (ou  semaine)  de  fabrication ;  

f)  nom  du  fabricant  et/ou  marque  de  fabrique;  

g )  dés ignation  du  type  par l e  fabrican t.  

1 .4.2  Marquage  des  potentiomètres  

Le  poten tiomètre  doi t  porter l i s ib lement l es  i n formations  des  poin ts  a)  et b)  de  1 . 4. 1  et  l e  p lus  
grand  nombre  possib le  des  i n formations  restan tes.  I l  convien t d ’évi ter l es  redondances  sur l e  
marquage du  poten tiomètre.  
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1 .4.3  Marquage  de  l ’ embal lage  

L’embal l age  con tenant l e  ou  l es  potentiomètres  doi t ê tre  cla i rement i den ti fié  avec toutes  les  
i n formations  énumérées  en  1 . 4 . 1  et l es  i n formations  su ivan tes:  

a)  quanti té  

b)  pays  d 'ori g ine  

1 .4.4  Marquage  supplémentaire  

Tout marquage  supplémenta ire  doi t ê tre  appl i qué  en  ve i l l an t  à  ce  qu ’ i l  ne  porte  pas  à  
confusion .  

2  Valeurs  assignées,  caractéristiques  et sévéri tés  préférentiel les  pour les  
essais  

2. 1  Caractéristiques  préférentiel les  

2. 1 . 1  Général i tés  

Les  va leurs  données  dans  l a  spéci fication  particu l ière  doivent être  chois ies  de  préférence  
parm i  l es  é léments  su ivants :  

2. 1 .2  Catégories  cl imatiques  préférentiel l es  

Les  poten tiomètres  couverts  par l a  présen te  norme sont classés  en  catégories  cl imatiques  
selon  l es  règ les  générales  données  dans  l 'Annexe  A de  l ' I EC 60068-1 : 201 3.  

La  température  de  catégorie  i n férieure  et  supérieure  et l a  d urée  de  l 'essai  con tinu  de  chaleur 
hum ide  doiven t être  choisies  parm i  l es  valeurs  su ivan tes:  

Température  de  catégorie  i n férieure:   –65  °C,  –55  °C,  –40  °C,  –25  °C  et  –1 0  °C.  

Température  de  catégorie  supérieure   +70  °C,  +85  °C,  +1 00  °C,  +1 25  °C  et +1 55  °C.  

Durée  de  chaleur hum ide,  essai  con tinu :   4 ,  1 0 ,  21  et  56  j ours.  

Les  sévéri tés  pour l es  essais  de  froid  et  de  chaleur sèche  sont  les  températures  des  
catégories  i n férieure  et supérieure  respectivement.  Pour certa ins  poten tiomètres,  d u  fa i t  de  
l eur construction ,  ces  températures  peuvent se  trouver entre  deux des  valeurs  préférentie l les  
données  dans  l ' I EC  60068-2-1 : 2007  et dans  l ' I EC  60068-2-2: 2007.  Dans  ce  cas,  l a  
température  préférentiel l e  l a  p lus  proche  à  l ' i n térieur de  la  p lage  des  températures  réel l es  du  
poten tiomètre  doi t  être  chois ie  pour cette  sévéri té.  

2. 1 .3  Coefficients  de  température  et  caractéristiques  de  température  de  résistance  

Les  l im i tes  de  variation  de  rés istance  pour les  caractéristiques  de  température  de  résistance  
préféren tie l les  son t données  dans  l e  Tableau  1 .  

Chaque  l i gne  du  tab leau  donne  l es  coefficients  de  température  préféren tie ls  et  les  
caractéristi ques  de  température  correspondantes  pour 20  °C  à  70  °C  a ins i  q ue  l es  l im i tes  de  
variation  de  rés istance  pour l a  mesure  des  caractéristi ques  de  température  de  résistance  
(voir 4 . 1 4  de  l ' I EC 60393-1 : 2008)  sur l a  base  des  p lages  des  températu res  de  catégorie  de  
2. 1 . 2 .  

Des  parties  d i fférentes  de  la  p lage  de  rés istances  peuvent être  couvertes  par des  
caractéristi ques  (ou  des  coefficien ts)  de  température  de  rés istance  b ien  qu 'el l es  apparaissen t 
dans  une  spéci fication  particu l ière  un ique.  
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S i  des  mesures  son t exigées  à  d ’au tres  températures,  e l l es  doivent être  i nd iquées  dans  l a  
spéci fication  particu l ière.  

Tableau  1  – Coefficients  de  température  et  caractéristiques  
de  température  de  résistance  

Coeffi -
cients  de  
tempéra-
ture  de  

résistance  

1 0–6/K 

Caractéri -
stiques  de  
tempéra-
ture  de  

résistance  

%  

Caractéristiques  de  température  de  résistance  (l im i tes  de  l a  variation  de  
résistance  en  pourcentage)  

%  

Température  de  référence  /  Température  de  
catégorie  i n féri eure  

°C  

Température  de  référence  /  
Température  de  catégorie  

supérieure  
°C  

20  °C  /  70  °C  +20/ −65  +20/ −55  +20/–40  +20/ −25  +20/–1 0  20/85  a  20/1 00  20/1 25  20/1 55  

–800/  
–2  500  

–4/  
–1 2 , 5  

+6, 8/ 
+21 , 3  

+6/ 
+1 8, 75  

+4, 8/ 
+1 5  

+3, 6/ 
+1 1 , 3  

+2, 4/ 
+7, 5  

–5, 2/  
–1 6, 25  

–6, 4/  
–20  

–8, 4/  
–26, 25  

–1 0, 8/  
–33, 75  

–400/  
–1  000  

–2/  
–5  

+3, 4/ 
+8, 5  

+3/ 
+7, 5  

+2, 4/ 
+6  

+1 , 8/ 
+4, 5  

+1 , 2/  
+3  

–2, 6/  
–6, 5  

–3, 2/  
–8  

–4, 2/  
–1 0, 25  

–5, 4/  
–1 3, 5  

–1 50/  
– 600  

–0, 75/ 
–3  

+1 , 3/  
+5, 1  

+1 , 1 3/  
+4, 5  

+0, 9/ 
+3, 6  

+0, 68/  
+2, 7  

+0, 45/  
+1 , 8  

–0, 98/ 
–3, 9  

–1 , 2/  
–4, 8  

–1 , 58/ 
–6, 3  

–2, 02/ 
–8, 2  

±1  000  ±5 ±8, 5  ±7, 5  ±6  ±4, 5  ±3  ±6, 5  ±8  ±1 0, 5  ±1 3, 5  

±500  ±2, 5  ±4, 3  ±3, 75  ±3  ±2, 25  ±1 , 5  ±3, 25  ±4  ±5, 25  ±6, 75  

±250  ±1 , 25  ±2, 1 5  ±1 , 88  ±1 , 5  ±1 , 1 3  ±0, 75  ±1 , 62  ±2  ±2, 62  ±3, 38  

±1 50  ±0, 75  ±1 , 3  ±1 , 1 5  ±0, 9  ±0, 68  ±0, 45  ±0, 98  ±1 , 2  ±1 , 6  ±2, 05  

±1 00  ±0, 5  ±0, 85  ±0, 75  ±0, 6  ±0, 45  ±0, 3  ±0, 65  ±0, 8  ±1 , 05  ±1 , 35  

±50  ±0, 25  ±0, 43  ±0, 375  ±0, 3  ±0, 23  ±0, 1 5  ±0, 325  ±0, 4  ±0, 525  ±0, 675  

±25  ±0, 1 25  ±0, 21 5  ±0, 1 88  ±0, 1 5  ±0, 1 1 3  ±0, 075  ±0, 1 62  ±0, 2  ±0, 262  ±0, 34  

a   I I  n 'est  pas  nécessai re  de  mesurer en tre  20  °C  et  70  °C  l es  potentiomètres  don t  l a  température  de  catégorie  
supérieu re  est  de  85  °C.  

 

2. 1 .4  Limites  pour l a  variation  de  résistance ou  du  rapport  de  tension  de  sortie  

Les  combinaisons  préféren tie l les  des  l im i tes  pour la  variation  de  rés istance  ou  du  rapport  de  
tens ion  de  sortie  dans  chacun  des  essais  énumérés  en  en-tête  des  colonnes  du  Tableau  2  
son t i nd iquées  dans  l es  l i gnes  de  ce  tab leau .  
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Tableau  2  – Lim ites  de  l a  variation  de  résistance  et du  rapport  de  tension  de  sortie  

Classe  
de  
stabi l i té  

%  

4 . 38   
Séquence  
cl imati que  

4 . 39  
Chal eu r 
hum ide,  essai  
conti nu  

4 . 40  
Endu rance  
mécan ique  

4 . 43. 2  
Endu rance  
électri que  à  
70  °C  

4 . 43. 3  
Endu rance  
électri que  à  l a  
températu re  de  
catégorie  
supérieu re  

4 . 34   
Variati ons  de  
températu re   

4 . 30  
Robustesse  des  
bornes  

4 . 33  
Résistance  à  l a  
chaleu r d e  
brasage  

4 , 35  
Vibrati ons  

4 . 37  
Chocs  

4 . 43. 2  
Endu rance  
é lectri que  à  
70  °C  

4 . 43. 3  
Endu rance  
é lectri que  à  l a  
températu re  de  
catégorie  
supérieu re   

4 . 22  
Poussée  et  
traction  su r 
l 'axe  

4 . 34  
Variati ons  
de  
températu re  

 

4 . 35  
Vibrati ons  

 

 

4 . 37  
Chocs  

 ∆  R  en tre  l es  bornes  a  et  c  c  

∆  R  en tre  l es  
bornes  a  et  b  a  
c  

ac

ab

U

U
∆  a,  b  

ac

ab

U

U
∆  a ,  b  

1 0  

5 

3  

2  

±(1 0 % R  +  0,5 Ω) 

±(5 % R  +  0, 1  Ω) 

±(3 % R  +  0, 1  Ω) 

±(2  % R  +  0, 1  Ω) 

±(5 % R  +  0, 1  Ω) 

±(3 % R  +  0, 1  Ω) 

±(2 % R  +  0, 1  Ω) 

±(2  % R  +  0, 1  Ω) 

±(5 % R  +  0, 1  Ω) 

±(2  % R  +  0, 1  Ω) 

±(1  % R  +  0, 05 Ω) 

±(1  % R  +  0, 05 Ω) 

±(1 5 % R  +  0,5 Ω) 

±(7,5 % R  +  0, 1  Ω) 

±(5 % R  +  0, 1  Ω) 

±(3 % R  +  0, 1  Ω) 

±5 % 

±2 % 

±1  % 

±1  % 

±7,5 % 

±3 % 

±2 % 

±2 % 

Les  numéros  d 'Arti cl e  d u  tabl eau  font  référence  à  l ' I EC 60393-1 : 2008.  

a  Pour l es  poten ti omètres  bob inés,  l a  val eu r de  l a  résol u tion  i nd iquée  dans  l a  spéci fi cation  parti cu l i ère  doi t  
être  a j ou tée  aux l im i tes  adm issib les  du  rapport  de  sorti e  ou  à  l a  variati on  de  rés i stance  adm issib le  pou r tous  
l es  essais .  

b
 La  vari ati on  de  stab i l i té  de  rég lage  du  rapport  de  tens i on  de  sorti e  

ac

ab
U

U
∆  d oi t  être  exprimée  en  

pou rcentage  de  l a  tens ion  tota l e  appl i q uée.  

c
 ∆R  es t  l a  val eu r d e  l a  variati on  de  rés i stance.  

 

2. 1 .5  Course  mécan ique totale  

Les  valeurs  préféren tie l les  doiven t être:  

a)  pour l es  potentiomètres  d 'aj ustement mu l ti tours:  

2  à  25  tours ;  

b)  pour l es  potentiomètres  d 'aj ustement rotati fs:  

l 'ang le  doi t ê tre  i nd iqué  dans  la  spéci fication  particu l ière.  

2.2  Valeurs  assignées  préférentiel les  

2.2. 1  Général i tés  

Les  va leu rs  données  dans  l es  spéci fications  particu l i ères  doivent être  choisies  de  préférence 
parm i  l es  é léments  su ivants:  
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2.2.2  Résistance  totale  nominale  

Voi r 2 . 3. 2  de  l ' I EC  60393-1 : 2008.  

2.2.3  Tolérances  sur la  résistance  totale  nominale  

Les  tolérances  préféren tie l les  sur l a  résistance  tota le  nom inale  son t:  

±30  % ,  ±25 %,  ±20  % ,  ±1 0  %  et  ±5 % .  

2.2.4  Dissipation  assignée  

Les  valeurs  préféren tie l l es  de  d iss ipation  ass ignée  à  70  °C  sont:  

0 , 05  W,  0 , 063  W,  0 , 1  W,  0, 1 25  W,  0, 1 5  W,  0, 2  W,  0, 25  W,  0, 3  W,  0, 5  W,  0 , 75  W  et 1  W.  

Les  valeurs  rédu i tes  de  l a  d iss ipation  aux températures  supérieures  à  70  °C  doivent  être  
comme ind iqué  par la  courbe  de  l a  F igure  1 .  

 

Figure 1  – Courbe  de  d issipation  assignée  

Une zone  de  fonctionnement p lus  peti te  (ou  p l us  grande)  peut figurer dans  l a  spéci fication  
particu l ière.  Dans  cette  éven tual i té,  l a  spéci fication  particu l ière  doi t  fi xer l a  d iss ipation  
maximale  adm issible  aux températures  au tres  que  70  °C.  Tous  l es  poin ts  de  changement de  
pen te  sur la  courbe  doivent  être  véri fi és  par un  essai .  

Une  courbe  de  réduction  donnant  des  exemples  couvrant  des  zone  de  fonctionnement pl us  
peti te  (composi ti on  en  carbone)  est donné  à  l a  F igure  2 .  

+  70  °C  Températu re  de  
catégori e  i n férieu re  

Zone  de  foncti onnement 
recommandée  

Pourcentage  de  l a  
d i ss ipation  assignée  

1 00  

0  

IEC 

Températu re  de  
catégorie  supérieure  
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Les  d i fférences  en tre  (1 ),  (2)  e t  (3)  d épendent  d u  substrat,  dont  

(1 )  =  Rési ne  phénol i que  (mu l ti couche),  

(2)  =  Rés i ne  mou lée  et  

(3)  =  Al um ine  

Légende:  

LCT =  Températu re  de  catégorie  i n férieure  

UCT =  Températu re  de  catégorie  supérieure  

Figure 2  – Courbe  de  d issipation  assignée  

2.2.5  Tension  l imite  d 'élément 

Les  va leurs  préférentie l l es  de  tens ion  l im i te  de  l 'é l ément continue  ou  a l ternative  (valeu r 
efficace)  sont:  

1 00  V,  1 25  V,  1 50  V,  200  V,  250  V et  300  V.  

2.2.6  Tension  d ’ isolement 

La  spéci fication  particu l ière  doi t prescri re  l a  va leur de  l a  tens ion  d ' i solement,  arrond ie  à  l a  
d i za ine  de  vol ts  l a  p l us  proche.  La  valeur numérique  de  la  tension  d ' i solemen t doi t  être:  

A l a  pression  atmosphérique  normale:  ≥1 , 42  fois  l a  tens ion  l im i te  de  l 'é lément.  

A basse  press ion  atmosphérique  (à  8  kPa):  ≥2/3  de  la  valeur à  pression  atmosphérique  
normale.  

2.2.7  Limi tes  pour l a  résistance  d ' isolement  

Sauf i nd ication  contrai re  dans  l a  spéci fication  particu l ière,  l a  rés istance  d ’ i solement ne  doi t  
pas  être  i n férieure  à  1  GΩ  après  l es  essais  en  chaleur sèche  et  à  1 00  MΩ  après  l es  essais  
d 'hum id i té.  

2.3  Sévéri tés  préférentiel les  des  essais  

2.3. 1  Général i tés  

Les  sévéri tés  des  essais  données  dans  l a  spéci fi cation  particu l i ère  doivent  être  chois ies  de  
préférence parm i  les  é léments  su ivants :  

IEC  

1 00  

33  

0  

LCT  +  50  °C      +  70  °C      +  85  °C      +  1 00  °C      UCT    

(1 )   (2)   (3)   

Pourcentage  de  l a  

d issipation  assignée  
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2.3.2  Séchage  

Voi r 4 . 3  de  l ' I EC  60393-1 : 2008,  l a  procédure  1  doi t  être  u ti l i sée.  

2.3.3  Vibrations  

Voi r 4 . 35  de  l ' I EC 60393-1 : 2008,  avec les  détai ls  su ivants :  

P lage  de  fréquences:   1 0  Hz à  55  Hz,  ou   
 1 0  Hz à  500  Hz,  ou    
 1 0  Hz à  2  000  Hz.  

Ampl i tude:  0 , 75  mm  ou  accélération  1 00  m /s² ( l a  moins  sévère  des  deux  
valeurs)  

Endurance  par balayage:   du rée  totale:  6  h  

La  spéci fication  particulière doi t prescri re  la  méthode  de  montage  à  u ti l i ser.  (Voir 1 . 3. 3)  

2.3.4  Chocs  

Voi r 4 . 37  de  l ' I EC 60393-1 : 2008,  avec les  déta i l s  su ivants :  

Forme des  impu ls ions:  sem i-sinusoïdale  

Accélération :  500  m /s2  

Durée  des  impu ls ions:   1 1  ms  

Sévéri té :  3  chocs  success i fs  à  appl i quer dans  chacune  des  trois  d i rections  
(tota l  3  chocs)  

La  spéci fication  particulière doi t prescri re  la  méthode  de  montage  à  u ti l i ser (voi r 1 . 3 . 3) .  

2.3.5  Basse  pression  atmosphérique  

Voi r 4 . 38. 5  de  l ' I EC  60393-1 : 2008,  avec l es  détai l s  su ivan ts:  

Pression  atmosphérique:  8  kPa.  

3 Procédures  d ’assurance de  la  qual i té  

3.1  Général i tés  

Voir l 'Article  H . 1  de  l ' I EC 60393-1 : 2008.  

3.2  Défin i tions  

3.2. 1  Etape in i ti ale  de  fabrication  

Pour les  poten tiomètres  d 'a justement,  l 'étape  in i ti a le  de  fabrication  est:  

– pour l es  types  à  fi lm :  l e  dépôt du  fi lm  rés isti f sur l e  substrat.  

– pour les  types  en  composi tion  de  carbone:  l e  processus  qu i  produ i t  l a  p lus  grande  
variation  de  pol ymérisation  du  l i ant.  

– pour l es  types  bobinés:  l e  bobinage  du  fi l  de  rés istance  sur l e  mandrin  ( isolement ou  i so lé).  

3.2.2  Modèles  associables  

Sont cons idérés  comme étant de  structure  semblable  (modèles  associables),  l es  
poten tiomètres  d 'aj ustement fabriqués  avec des  procédés  et  des  matériaux i dentiques  ou  
semblables,  de  mêmes d imensions  nom inales,  mais  pouvant avoir des  va leurs  de  rés istance  
et  des  caractéristiques  (ou  coefficients)  de  température  de  rés istance  d i fféren tes.  
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3.2.3  N iveau  d 'assurance EZ et  FZ (zéro non-conformité)  

Les  n i veaux d 'assurance  EZ et  FZ  satisfont aux exigences  de  l 'approche "zéro  non -
conform ité" .  Ces  n i veaux on t  été  i n trodu i ts  pour a l i gner l es  procédures  et  l es  n i veaux 
d 'assurance  sur les  pratiques  industrie l les  actuel les  en  prescrivan t  le  nombre  d 'é léments  non  
conformes  adm is  (nombre  d 'acceptation)  c  à  zéro.  

Ains i ,  l e  nombre  d 'échan ti l l ons  pour l es  essais  lot par l ot  est  déterm iné  par l e  Tableau  1  de  
l ' I EC  61 1 93-2: 2007.  

3.3  Homologation  

3.3. 1  Général i tés  

Les  procédures  pour l es  essais  d ’ homologation  sont  données  à  l 'Article  H . 5  de  
l ' I EC  60393-1 : 2008.  

Le  programme à  u ti l i ser pour l es  essais  d ’homologation  basés  sur des  essais  l ot  par lot  et  des  
essais  périod iques  est présenté  en  3 . 4 .  

La  procédure  u ti l i sant  un  programme avec un  nombre  d 'échanti l l ons  fixe  est  présentée  en  
3. 3. 2  et 3. 3 .3  ci -dessous.  

3.3.2  Homologation  basée  sur la  procédure  u ti l isant un  nombre d 'échanti l lons  fixe  

Echanti l lonnage  

La  procédure  avec un  nombre  d 'échanti l lons  fixe  est décri te  en  H . 5. 3  b)  de  
l ' I EC  60393-1 : 2008.  L ’échanti l l on  doi t  être  représen tati f de  l a  p lage  de  va leurs  pour l aquel l e  
une  homologation  est  demandée.  I l  peu t s ’ag ir de  l a  p lage  complète  ou  non ,  couverte  par l a  
spéci fication  particu l ière.  

L'échanti l lon  doi t  comprendre  des  spécimens  contenant l a  pl us  fa ib le  valeur et  l a  p lus  forte  
valeur de  rés istance  pour l aquel le  une  homologation  est demandée.  I l  convien t que  
l 'échanti l l on  comprenne également des  spécimens  ayan t l a  va leur de  résistance  cri ti que,  s i  
ce l le-ci  est à  l ' in térieur de  l a  p lage  soum ise.  Lorsque  l 'homologation  est demandée  pour 
p lus ieurs  caractéristi ques  (ou  coefficients)  de  température  de  rés istance,  l 'échanti l l on  doi t  
con ten i r des  spécimens  représentati fs  des  d i fféren tes  caractéristi ques  (ou  coefficien ts)  de  
température  de  rés istance.  De  man ière  s im i l ai re,  l 'échanti l l on  doi t  con ten ir une  proportion  de  
spécimens  de  d i fféren tes  valeurs  de  rés istance  ayan t  l a  to lérance  l a  p l us  proche  de  cel le  pour 
l aquel le  l ' homologation  est demandée.  La  proportion  des  spécimens  ayan t l es  d i fférentes  
caractéristiques  doi t  être  proposée par le  contrôleur du  fabrican t et doi t être  agréée par un  
organ isme de  certi fication ,  par exemple  l ' IECQ CB.  

Des  spécimens  de  rechange  sont  adm is  se lon  les  modal i tés  su ivantes:  

a)  Un  par valeur de  rés istance  et un  pour chaque valeur de  coefficient de  température  ou  de  
caractéristique  de  température  qu i  peut être  u ti l i sée  pour remplacer les  é léments  non  
conformes  adm is  dans  l e  Groupe  0.  

b)  Un  par valeur de  rés istance  et un  pour chaque valeur de  coefficient de  température  ou  de  
caractéristique  de  température  qu i  peu t être  u ti l i sée  pour remplacer des  spécimens  non  
conformes  en  ra ison  d ' i ncidents  non  impu tab les  au  fabricant.  Le  nombre  donné dans  l e  
Groupe 0  suppose  que  tous  l es  groupes  sont  appl i cables.  

Lorsque  des  g roupes  supplémentai res  son t  a joutés  au  programme d ’essais  d ’homologation ,  l e  
nombre  de  spécimens  exigé  pour l e  Groupe 0  doi t  être  augmenté  du  nombre  exigé  pour les  
groupes  supplémenta ires.  
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3.3.3  Essais  

Les  séries  complètes  d 'essais  spéci fiés  dans  l e  Tableau  3  sont  nécessai res  pour 
l 'homologation  des  poten tiomètres  couverts  par une  spéci fication  particu l i ère.  Les  essais  de  
chaque  groupe  doiven t être  effectués  dans  l ’ ordre  i nd iqué.  

La  tota l i té  de  l ’ échanti l l on  doi t  ê tre  soum ise  aux essais  du  Groupe  0,  pu i s  d i visée  pour l es  
au tres  groupes.  

Les  spécimens  trouvés  non  conformes  lors  de  l 'essai  du  Groupe 0  ne  doivent pas  être  u ti l i sés  
pour l es  au tres  g roupes.  

On  compte  "un  é lément non  conforme"  lorsqu ’un  poten tiomètre  ne  satisfai t  pas  à  la  total i té  ou  
à  une  partie  des  essais  d ’ un  groupe.  

L ’homologation  est accordée l orsque  le  nombre  d ’é lémen ts  non  conformes  ne  dépasse  pas  l e  
nombre  spéci fié  d ’é léments  non  conformes  adm issibles  pour chaque  groupe  ou  sous-groupe  
et  l e  nombre  tota l  de  non -conform i tés  adm iss ib les.  

Le  Tableau  3  donne  l e  programme d ’essais  avec un  nombre  d 'échanti l l ons  fixe.  I l  d onne  en  
détai l  l 'échanti l l onnage,  l es  élémen ts  non  conformes  adm iss ib les  pour l es  d i fférents  essais  ou  
groupes  d 'essais  et,  con j oin tement aux détai l s  de  l 'essai  con tenus  dans  l 'Article  4  de  
l ' I EC  60393-1 : 2008  et dans  l 'Article  2  de  la  présente  norme,  un  résumé complet des  
cond i ti ons  d 'essai  et  des  exigences  de  performances.  

Le  Tableau  3  ind ique  s i ,  pour l es  méthodes  d 'essai ,  l es  cond i tions  d 'essai  et/ou  l es  exigences  
de  performances,  un  choix doi t  être  fa i t  dans  l a  spéci fication  particu l ière.  

Les  cond i ti ons  d ’essai  et  les  exigences  de  performances  pour l e  programme d ’essai s  avec un  
nombre  d 'échanti l lons  fi xe  doivent être  i den ti ques  à  cel les  prescri tes  dans  la  spéci fication  
particu l i ère  pour le  con trôle  de  conform ité  de  l a  qual i té.  
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Tableau  3  – Programme d ’essais  avec un  nombre  
d 'échanti l lons  fixe  pour homologation  (1  de 7)  

Numéro de  paragraphe 
et essai  a  

D  
ou  
ND  b  Condi tions  d ’ essai  a  

Nombre  
d 'échanti l lons  
et  cri tère  

d ’ acceptabi l i té  b  

Exigences  de  
performances  a  

n  c  

GROUPE  0  
4 . 4 . 1  Examen  vi suel  

 

ND   1 1 4  g  
 

0  

 

 

Selon   4 . 4 . 1  
Marquage  l i s i b l e  et  comme 
i nd i qué  dans  l a  
spéci fi cation  parti cu l i ère  

4 . 6  Résistance  de  
l 'é l ément  

    Selon  4 . 6 . 3  

4 . 4 . 2  D imensions  
(cal i brage)  

    Se  reporter à  l a  
spéci fi cation  parti cu l i ère  

4 . 7  Résistance  en tre  
bornes   

 Résistance  en tre  a  et  b  

Résistance  en tre  b  et  c  

  R  ≤  . . .  Ω  

R  ≤  . . .  Ω  
4 . 4 . 4  Cou rse  mécan ique  

total e  
 -  Modèl es  mu l ti tours  

Nombre  de  tou rs  u ti l es…  

-  Modèl es  rotati fs   

  ≥70  %  de  l a  course  
mécan ique  totale  
Se  reporter à  l a  
spéci fi cation  parti cu l i ère   

4 . 4 . 6  Cou rse  él ectri q ue  
u ti l e   

 -  Modèl es  mu l ti tours  
 

-  Modèl es  rotati fs   

  ≥70  %  de  l a  course  
mécan ique  tota le  mesurée  
Se  reporter à  l a  
spéci fi cation  parti cu l i ère   

4 . 5  Conti nu i té  c       Se lon  4 . 5. 1  ou  4 . 5. 2   

4 . 1 5  Bru i t  en  rotation   Méthode  B  ou  méthode  C    ≤  . . .  %  ou  . . .  Ω  
4 . 1 2  Tenue  en  tension  

(poten tiomètres  
i solés  seu lement)  h  

 A l a  press ion  atmosphérique  
normale  

  Selon  4 . 1 2 . 5  

Spécimens  de  rechange    5    

GROUPE  1  
4 . 1 8  Couple  de  

démarrage  

D   20  0  

 

 
Se  reporter à  l a  
spéci fi cation  parti cu l i ère  

4 . 32  Brasabi l i té   Méthode  du  bai n  de  brasure  

Températu re  et  du rée:  

SnPb:  (235±5)  °C,  2  s±0, 5  s  

SnAgCu :  (245±5)  °C,  3  
s±0, 3  s  

  Bon  étamage,  m is  en  
évi dence  par l 'écou lement 
l i bre  de  l a  brasu re  avec u n  
mou i l l age  convenabl e  des  
bornes.   

4 . 45  Résistance  au  
solvant  du  
marquage  ( l e  cas  
échéant)  

 

 Solvan t:  
Températu re  du  sol vant:  . . .  
Méthode  1  
Matéri au  de  po l i ssage:  coton  
hyd roph i l e  

Rétabl i ssement:  . . .  

  Se  reporter à  l a  
spéci fi cation  parti cu l i ère  

 
 
Marquage  l i s i b l e  

4 . 1 4  Caractéri sti que  de  
températu re  de  
rés i stance  

 Températu re  de  catégorie  
i n férieu re/20  °C  

  ∆R/R  ≤  . . .  %  

20  °C  /70  °C    ∆R/R  ≤  . . .  %  

20  °C/Températu re  de  
catégorie  supérieure  

  ∆R/R  ≤  . . .  %  

4. 21  Couple  de  b l ocage  
( l e  cas  échéant)  

 

 

 Rapport  de  tension  de  sorti e  
 

 

Examen  vi suel  

  

ac

ab

U

U
∆ ≤  . . .  %  

Selon  4 . 21 . 2  
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Tableau  3  (2 de 7)  

Numéro de  paragraphe 
et essai  a  

D  
ou  
ND  b  Condi tions  d ’ essai  a  

Nombre  
d 'échanti l lons  et  

cri tère  
d ’ acceptabi l i té  b  

Exigences  de  
performances  a  

n  c  

4. 20  Couple  de  bu tée    -   Pour l es  types  mun is  de  
bu tées:  comme spéci fi é  
en  4 . 20. 1 .  Supéri eu r ou  
égal  à  5  fo i s  l a  l im i te  
supérieu re  du  couple  de  
démarrage  (sauf 
i nd icati on  con trai re  dans  
l a  spéci fi cation  
parti cu l i ère)  

-   Pour l es  types  mun i s  de  
bu tées  débrayables:   
comme spéci fi é  en  
4 . 20. 2   

  Selon  4 . 20. 1  
 
 
 
 
 
 

 
 

Selon  4 . 20. 2  

4 . 22  Poussée  et  traction  
su r l 'axe   

 Seu le  l a  poussée  doi t  être  
appl i quée.  La  traction  n ’ est  
pas  appl i cab le.  
- Moi ti é  des  spécimens  
Comme spéci fi é  en  4 . 22. 2   
 
Conti nu i té  
- Spécimens  restan ts  
Comme spéci fi é  en  4 . 22. 3  
Stabi l i té  d e  rég l age  (rapport  
de  tensi on  de  sorti e)  (selon  
4 . 1 7. 2 . 1 )  

   
 
 

 

Selon  4 . 22. 2  
 
 

Selon  4 . 22. 3  

ac

ab

U

U
∆ ≤  . . .  %   

4 . 40  Endu rance  
mécan ique  
(potentiomètres)  

 Nombre  de  cycles:  200   
Cadence:   
-   Types  rotati fs :  5  à  1 0  

cycles  par m inu te  

-   Types  mu l ti tours  
Examen  vi suel  
Rés istance  de  l 'é l ément  

Couple  de  démarrage  
Bru i t  en  rotation  
Méthode  B  ou  méthode  C  

   
 
 
 
 

Se lon  4 . 40. 6  

∆R  ≤  ±( . . .  %  +  . . .  Ω )  

. . .  mN ･ m  à  . . .  mN ･ m 

 

Méthode B :  ≤  . . .  %  ou  . . .  Ω  
( l a  p l us  grande  des  val eu rs)  

Méthode  C:  ≤  . . .  Ω  

GROUPE  2  D  24  0   

   (1 2  
parm i  

l 'échanti
l l on )  

0   

4 . 30  Robustesse  des  
bornes   

 L 'essai  approprié  au  type  de  
borne  

Examen  vi suel  
Rés istance  de  l 'é l ément  

   
 

Se lon  4 . 30. 8  

∆R  ≤  ±( . . .  %  +  . . .  Ω )  
4 . 33  Résistance  à  l a  

chaleu r d e  brasage   
 -   Pour l es  potentiomètres  

conçus  pou r d es  
appl i cations  su r cartes  
imprimées:  Méthode  1  

-   Pour l es  au tres  
poten tiomètres:  
Méthode  2  

Rés istance  de  l 'é l ément  

Rés istance  en tre  bornes:  
Rés istance  en tre  a  et  b  
Rés istance  en tre  b  et  c   

  Se lon  4 . 33. 2  a)  
 
 
 
Se lon  4 . 33. 2  b)  
 

∆R  ≤  ±( . . .  %  +  . . .  Ω )  

 

≤  . . .  Ω  

≤  . . .  Ω  
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Tableau  3  (3 de 7)  

Numéro  de  
paragraphe  et essai  a  

D  

ou  

ND  b  
Condi tions  d ’ essai  a  

Nombre  
d 'échanti l lons  et 

cri tère  
d ’acceptabi l i té  b  

Exigences  de  
performances  a  

n  c  

4. 44  Résistance  au  
solvant  des  
composants  ( l e  
cas  échéant)  

 Solvant:   
Températu re  du  sol van t:  . . .  
Méthode  2  

Rétabl i ssement:   

  Se  reporter à  l a  
spéci fi cation  parti cu l i ère   

4 . 31  E tanchéi té  ( l e  cas  
échéant)   

 Températu re:  85  °C  à  90  °C     Selon  4 . 31 . 3   

   (Les  
au tres  
1 2  de  

l 'échant
i l l on )  

0  

 

 

4 . 34  Variati ons  de  
températu re  d  

 TA  =  Températu re  de  
catégorie  i n férieu re  

TB  =  Températu re  de  
catégorie  supérieure   

   

  Examen  vi suel     Sel on  4 . 34. 5   

  S tabi l i té  d e  rég l age  (rapport  
de  tensi on  de  sorti e)  

(Selon  4 . 1 7. 2 . 1 )  

 

  

ac

ab

U

U
∆ ≤  . . .  %  

 

  Résistance  de  l 'é l ément    ∆R  ≤  ±(. . .  %  +  . . .  Ω )  

4 . 37  Chocs   La  méthode  de  montage  est  
i nd i quée  dans  l a  
spéci fi cation  parti cu l i ère   

   

  Forme  des  impu l s ions:  
dem i -s inusoïdale   

   

  Accélération :  500  m /s2     

  Du rée  de  l ' impu ls ion  1 1  ms      

  Examen  vi suel     Selon  4 . 37. 3   

  Résistance  de  l 'é l ément     ∆R  ≤  ±( . . .  %  +  . . .  Ω )  

  S tabi l i té  d e  rég l age  (rapport  
de  tens i on  de  sorti e)  

(Selon  4 . 1 7. 2 . 1 )  

  

ac

ab

U

U
∆ ≤  . . .  %  

4 . 35  Vibrati ons  d ,  e   La  méthode  de  montage  est  
i nd i quée  dans  l a  
spéci fi cation  parti cu l i ère   

   

  P l age  de  fréquences:   
. . .  Hz à  . . .  Hz  

   

  Ampl i tude:  0 , 75  mm  ou  
accélération  1 00  m /s²  ( l a  
moins  sévère  des  deux 
val eu rs)   

   

  Endu rance  par ba layage:      

  Du rée  tota le:  6  h  d     
      

-  Mesures  pendant  
l 'essai  

 Con ti nu i té  é l ectri que   

(Comme spéci fi é  en  4 . 35. 4)   
  I I  ne  doi t  pas  y avoi r d e  

d i scon ti nu i té  >  1 00  µs   

      

-  Mesures  fi nales   Examen  vi suel     Se lon  4 . 35. 5   
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Tableau  3  (4 de 7)  

Numéro de  paragraphe 
et essai  a  

D  
ou  
ND  b  Condi tions  d ’ essai  a  

Nombre  
d 'échanti l lons  et  

cri tère  
d ’acceptabi l i té  b  

Exigences  de  
performances  a  

n  c  

  S tabi l i té  d e  rég l age  (rapport  
de  tensi on  de  sorti e)  

(Selon  4 . 1 7. 2 . 1 )  

 
 

 
 

ac

ab

U

U
∆ ≤  . . .  %  

  Rés istance  de  l 'é l ément    ∆R  ≤  ±( . . .  %  +  . . .  Ω )  

 
4. 38  Séquence  

cl imati que  

 
 

24  0   

-  Chal eu r sèche   Examen  vi suel    Selon  4 . 38. 2 . 2  
-  Essai  cycl i que  de  

chaleu r h um ide,  
essai  Db,  1 er 
cycle  

 

 

   

-  Froi d   Couple  de  démarrage    . . .  mN ･ m  à   . . .  mN ･ m 

-  Basse  pression  
atmosphéri que  

 

 8  kPa  
Tenue  en  tension  
(poten tiomètres  i solés  
seu lement)  h   

   
Se lon  4 . 38. 5. 3  

-  Chal eu r hum ide,  
cycl i que,  essai  
Db,  cycles  
restan ts  

 

 

   

-  Charge  sous  
tens ion  conti nue  f  

 
 

  Se lon  4 . 38. 7  

-  Tension  
d ’ i solement f  

 
 

  Selon  4 . 38. 8   

-  Mesu res  fi nales   Examen  vi suel  

Rés istance  de  l 'é l ément  
Rés istance  d ' i solement 
(poten tiomètres  i solés  
un iquement)  h  
Rés i stance  de  contact  
d ' i n terrupteur ( l e  cas  
échéant)  

  Selon  4 . 38. 1 0. 1  

∆R  ≤  ±( . . .  %  +  . . .  Ω )  

≥1 00  MΩ  
 

 

≤  . . .  Ω  

  Con ti nu i té  
Couple  de  démarrage  
Tenue  en  tension  
(poten tiomètres  i solés  
seu lement)  h  

  Se lon  4 . 5. 1  ou  4 . 5. 2  

. . .  mN ･ m  à  . . .  mN ･ m 

Selon  4 . 38. 1 0. 7  

GROUPE  3  D  20  0   
4 . 43. 2  Endu rance  

électri que  à  
70  °C  

 Du rée:  1  000  h     

  -  Chargé  en tre  a  et  c:  
Examen  à  48  h ,  500  h  et  
1  000  h :  

(1 0)    
 

Examen  vi suel    Selon  4 . 43. 2 . 6  a)  

Résistance  de  l 'é l ément    ∆  R  ≤  ±( . . .  %  +  . . .  Ω )  

-  Chargé  en tre  a  et  b :  
Examen  à  48  h ,  500  h  et  
1  000  h :  

(1 0)    

Examen  vi suel    Selon  4 . 43. 2 . 6  a)  

  Rési stance  en tre  a  et  b    ∆R  ≤  ±( . . .  %  +  . . .  Ω )  

  Rési stance  de  l 'é l ément   ∆R  ≤  ±( . . .  %  +  . . .  Ω )  
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Tableau  3  (5 de 7)  

Numéro  de  paragraphe 
et essai  a  

D  

ou  

ND  b  
Condi tions  d ’ essai  a  

Nombre  
d 'échanti l lons  et 

cri tère  
d ’acceptabi l i té  b  

Exigences  de  
performances  a  

n  c  

  Tous  l es  spécimens     

  Examen  à  1  000  h :     

  Résistance  d ' i solement 
(poten tiomètres  i sol és  
un iquement)  h  

  ≥1  GΩ  

  B ru i t  en  rotation   
Méthode  B  ou  méthode  C  

    

Méthode  B :  ≤  . . .  %  ou  . . .  Ω  
( l a  p l us  g rande  des  val eu rs)  

Méthode  C:  ≤  . . .  Ω  

GROUPE  4  

4.4.3  Dimensions  (détai l )  

 

ND  

  

1 0  

 

0  

 

Comme i nd iqué  dans  l a  
spéci fi cation  parti cu l i ère  

GROUPE  5  D   20  0   

4 . 39  Chal eu r hum ide,  
essai  con ti nu  

 1 )  Sel on  4 . 39. 2. 1   
1 e  g roupe:  4  spécimens  
2e  g roupe:  8  spécimens  
3e  g roupe:  8  spécimens  

   

  2 )  Sel on  4 . 39. 2. 2  
1 e  g roupe:  1 0  spécimens  
2e  g roupe:  1 0  spécimens  

   

  Charge  sous  tension  
con ti nue  f  

  Sel on  4 . 39. 3  

  Tens ion  d ’ i sol ement  f, h    Selon  4 . 39. 4  

      

-  Mesu res  fi nales   Examen  vi suel    Selon  4 . 39. 6. 1  

  Résistance  de  l 'é l ément    ∆R  ≤  ±(. . .  %  +  . . .  Ω )  

  Résistance  d ’ i solement    >1 00  MΩ  

  (poten tiomètres  i solés  
seu lement)  h  

   

  Conti nu i té    Selon  4 . 5. 1  ou  4 . 5. 2  

  Couple  de  démarrage    . . .  mN ･ m  à  . . .  mN ･ m 

  B ru i t  en  rotation ,   
Méthode  B  ou  méthode  C  

  
 

Méthode  B :  ≤  . . .  %  ou  . . .  Ω  
( l a  p l us  g rande  des  val eu rs)  

Méthode  C:  ≤  . . .  Ω  

  Tenue  en  tension  
(poten ti omètres  i solés  
seu lement)  h  

  Se lon  4 . 39. 6. 8  

GROUPE  6  D   20  0   

4 . 43. 3  Endu rance  
électri que  à  l a  
températu re  de  
catégorie  
supérieu re  

 Durée:  1  000  h  

-   Chargé  en tre  a  et  c:  
Examen  à  48  h ,  500  h  et  
1  000  h :  

 

(1 0 )  

  

  Examen  vi suel    Selon  4 . 43. 3. 7  a)  

  Résistance  de  l 'é l ément    ∆R  ≤  ±(. . .  %  +  . . .  Ω )  

  -   Chargé  en tre  a  et  b :  
Examen  à  48  h ,  500  h  et  
1  000  h :  

(1 0)    
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Tableau  3  (6 de 7)  

Numéro de  paragraphe 
et essai  a  

D  

ou  

ND  b  
Condi tions  d ’ essai  a  

Nombre  
d 'échanti l lons  et  

cri tère  
d ’acceptabi l i té  b  

Exigences  de  
performances  a  

n  c  

  Examen  vi suel    Selon  4 . 43. 3. 7  a)  

  Résistance  en tre  a  et  b    ∆R  ≤  ±(. . .  %  +  . . .  Ω )  

  Résistance  de  l 'é l ément    ∆R  ≤  ±(. . .  %  +  . . .  Ω )  

  Tous  l es  spécimens     

  Examen  à  1  000  h :  
Résistance  d ' i solement  
(potentiomètres  i solés  
un iquement)  h  

  

≥1  GΩ  

GROUPE  7  D  20  0   

4 . 43   Endu rance  
électri que  à  des  
températu res  
d i fféren tes  de  
70  °C  ( l e  cas  
échéant)  

 (Ce  g roupe  n 'est  appl i cabl e  
que  s i  u ne  cou rbe  de  
réduction  d i fférente  de  
cel l es  de  2 . 2 . 3  d e  cette  
spéci fi cation  est  
revend iquée  dans  l a  
spéci fi cation  parti cu l i ère. )  

   

  Du rée:  1  000  h     

  -   Chargé  en tre  a  et  c:  
Examen  à  48  h ,  500  h  et  
1  000  h :  

(1 0)    

  Examen  vi suel    Selon  4 . 43. 1 . 6  a)  

  Rési stance  de  l 'é l ément    ∆R  ≤  ±( . . .  %  +  . . .  Ω )  
(comme pour l e  Groupe  3 )  

  -   Chargé  en tre  a  et  b :  
Examen  à  48  h ,  500  h  et  
1  000  h :  

(1 0)   
 

  Examen  vi suel    Selon  4 . 43. 1 . 6  a)  

  Rés i stance  entre  a  et  b    ∆R  ≤  ±( . . .  %  +  . . .  Ω )  
(comme pour l e  Groupe  3 )  

  Rési stance  de  l 'é l ément    ∆R  ≤  ±( . . .  %  +  . . .  Ω )  

  Tous  l es  spécimens      

  Examen  à  1  000  h :  
Résistance  d ' i solement 
(poten tiomètres  i sol és  
un iquement)  h  

  

≥1  GΩ  
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Tableau  3  (7 de 7)  

a  Les  numéros  de  paragraphes  des  exi gences  d 'essai  et  de  performances  se  rapporten t  à  l ' I EC 60393-1 : 2008,  
sau f pou r certa ines  sévéri tés  pour l es  essais  d 'envi ronnemen t et  l es  l im i tes  de  vari ati on  de  rés i stance  ou  de  
rapport  de  sorti e,  q u i  d oiven t  proven i r d es  Arti cl es  appl i cab les  de  l a  présente  spéci fi cation  i n terméd ia i re.  

b  Dans  ce  tab leau :  

 n  est  l e  nombre  d 'échanti l l ons  

 c  est l e  cri tère  d ’acceptation  de  g roupe  (nombre  d 'échanti l l ons  défectueux adm is  par g roupe)  

 D  s i gn i fi e  destructi f 

 ND  s i gn i fi e  non  destructi f  

c  L 'essai  de  con ti nu i té  peut  être  condu i t  en  même temps  que  l a  véri fi cation  de  l a  cou rse  électri que  u ti l e .  

d  Les  exigences  de  l a  méthode  d 'essai  des  potentiomètres  d 'aj u stement  doiven t  être  appl i quées.  

e  Cet  essai  n 'est  appl i cabl e  qu 'aux potenti omètres  de  catégorie  cl imati que  25/-/-,  40/-/-,  55/-/-  et  65/-/-.  

f  Les  essais  de  charge  en  courant  con ti nu  et  de  tension  d ' i sol ement son t  cons idérés  comme des  a l ternati ves.  
La  spéci fi cation  parti cu l i ère  doi t  i nd i quer l 'essai  q u i  s 'appl i q ue.  

g  Le  nombre  d 'échanti l l ons  d u  Groupe  0  doi t  être  augmen té  de  20  spécimens  l orsque  l e  G roupe  7  est  
appl i cabl e.   

h  Pour l a  méthode  de  montage,  voi r 4 . 1 2  ou  4 . 1 3  de  l ' I EC 60393-1 : 2008,  se lon  l e  cas,  avec l es  d étai l s  
su ivan ts:  

1 )  Les  composants  conçus  pou r ê tre  "montés  par l e  corps"  doi vent  être  montés  selon  4 . 1 2. 1 .  

2)  Les  composants  conçus  pour être  "montés  par l es  sorti es"  doi ven t  être  soum is  aux essai s  tou t  en  étant  
montés  par l eu rs  sorti es  su r une  carte  imprimée  même s ' i l  exi ste  des  trous  qu i  permettrai en t  d e  l es  
monter par l e  corps.  

 

3.4  Contrôle  de  conformité  de  l a  qual i té  

3.4. 1  Formation  des  lots  de  contrôle  

Un  lot  de  con trôle  doi t  ê tre  consti tué  de  potentiomètres  de  structure  semblable .  (Voir 3. 2. 2) .  
En  ou tre,  l es  détai l s  su ivan ts  sont  appl icables:  

a)  Groupes  A et  B :  ces  essais  doivent être  réal isés  l ot par l ot  et  l es  va leurs  de  rés istance  
doivent être  représentatives  de  l a  production .  

b)  Groupe C  

1 )  L'échanti l lon  doi t  être  pré levé  sur une  période  de  1 3  semaines.  

2)  L'échanti l lon  doi t  être  représentati f de  l a  p l age  des  valeurs  de  rés istance  produ i tes  
durant cette  période.  

c)  Groupe D:  comme pour l e  Groupe C,  sauf que  l 'échanti l lon  doi t être  prélevé  sur l es  1 3  
dern ières  semaines  de  l a  période  de  contrôle.  

I l  do i t  y avoir un  équ i l i bre  satisfaisant entre  les  va leurs  de  rés istance,  hau tes,  basses  et  
cri ti ques  dans  l es  échan ti l lons  pré levés.  

3.4.2  Programme d ’essais  

Le  programme pour l es  essais  l ot  par l ot  e t pour les  essais  périod iques  pour l e  contrôle  de  
conform i té  de  la  qual i té  est présenté  dans  l e  Tableau  2  de  la  spéci fication  particu l ière-cadre.  

3.4.3  N iveaux d ’assurance  

Les  n i veaux d ’assurance  de  l a  qual i té  i nd iqués  dans  la  spéci fication  particu l ière-cadre  doiven t 
être  de  préférence  chois i s  à  parti r des  Tableau  4  et  Tableau  5 :  
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Tableau  4  – Contrôle  de  conformité  de  la  qual i té:  con trôle  lot par lot  

Niveau  d ’assurance  EZ  Niveau  d ’ assurance FZ  

Sous-groupe  de  
contrôl e  d  

NC  a  n  a  c  a  Sous-groupe de  
contrôl e  d  

NC  a  n  a  c  a  

A0  

4. 6  Résistance  de  
l 'é l ément  

1 00  %  b  

 

A0  

4. 6  Résistance  de  
l 'é l ément  

1 00  %  b  

A1  

4. 4. 1  Examen  vi suel  
I I  c  0  

A1  

4 . 4. 1  Examen  vi suel  
S-3  c  0  

A2  

4. 4. 2  D imensions  e  
(cal i brage)  

S-2  

 

 

c  0  
A2  

4 . 5  Conti nu i té  
S-3  c  0  

A3  

4. 7  Résistance  en tre  
bornes  

4 . 5  Conti nu i té  

4 . 1 5  Bru i t  en  rotation  

4 . 1 2  Tenue  en  tens ion  

S-3  

 

 

 

 

c  0  

 

   

B1  

4. 1 8  Couple  de  
démarrage  

4 . 31  E tanchéi té  ( l e  
cas  échéant)  

S-2  

 

 

 

c  0  

B1  

4 . 1 2  Tenue  en  tension  

4 . 32  Brasabi l i té  

4 . 45  Résistance  au  
solvan t  du  
marquage  ( l e  cas  
échéant)  

S -2  c  0  

B2  

4. 32  Brasabi l i té  

4 . 45  Résistance  au  
solvant  du  
marquage  ( l e  cas  
échéant)  

S-2  c  

0  

   

 

a  NC  est  l e  n i veau  de  contrôl e   
n  est l e  nombre  d 'échanti l l ons  
c  est  l e  nombre  adm issib le  d ’é l éments  non  conformes  

b  Ce  contrôl e  doi t  être  réal i sé  après  l e  retrai t  des  é l éments  non  conformes  par un  essai  à  1 00  %  pendant  l e  
processus  de  fabrication .  Que  l e  l ot  a i t  été  accepté  ou  non ,  tous  l es  échanti l l ons  desti nés  au  contrôl e  par 
échanti l l onnage  doi ven t être  i n spectés  afi n  de  con trôler l e  n i veau  de  qual i té  après  contrôl e  par é l éments  
non  conformes  par m i l l i on  (×1 0–6) .  Le  n i veau  d ’ échanti l l onnage  doi t  être  d éfi n i  par l e  fabrican t,  de  
préférence  sel on  l ’Annexe  A de  l ' I EC 61 1 93-2 : 2007.  

Dans  l e  cas  où  un  échanti l l on  comporte  un  ou  pl us i eu rs  é l éments  non  conformes,  l e  l ot  doi t  être  rej eté,  mais  
tous  l es  é l éments  non  conformes  doi vent  être  comptés  pour calcu ler l es  valeurs  d u  n i veau  de  qual i té.  

Le  cas  échéant,  l es  valeurs  d u  n i veau  de  q ual i té  après  con trôl e  par é l éments  non  conformes  par m i l l i on  (×1 0–6)  
doi vent  être  calcu lées  en  accumu lant  l es  données  de  con trôl e  selon  l a  méthode  donnée  en  6. 2  de  
l ' I EC 61 1 93-2: 2007.  

c  Nombre  à  soumettre  aux essai s :  l e  nombre  d 'échanti l l ons  doi t  être  d éterm iné  conformément à  4 . 3 . 2  d e  
l ' I EC 61 1 93-2: 2007.  

d  Le  contenu  des  sous-groupes  de  contrôl e  est  décri t  à  l ’Arti cl e  2  de  l a  spéci fi cation  parti cu l i ère-cad re  
appl i cabl e.  

e  Cet  essai  peu t  être  remplacé  par u n  essai  en  production  s i  l e  fabrican t  i nsta l l e  un  contrôl e  du  processus  
stati sti que  (SPC)  su r l es  mesures  des  d imensions  ou  un  au tre  mécan isme  permettan t  d ’évi ter que  des  
p ièces  dépassent  l es  l im i tes.  
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Tableau  5  – Contrôle  de  conformité  de  la  qual i té:  Essai  périodique  (1  de 2)  

Niveau  d ’ assurance EZ  Niveau  d ’ assurance FZ  

Sous-g roupe  de  con trôl e  b  p  a  n  a  c  a , c  Sous-g roupe  de  con trôl e  b  p  a  n  a  c  a, c  

C1  

4. 1 4  Caractéri sti que  de  
températu re  de  
rés i stance  

4 . 21  Couple  de  
b locage  ( l e  cas  
échéant)  

4 . 20  Couple  de  bu tée  

4 . 22  Poussée  et  
traction  su r l 'axe  

4 . 4. 4  Cou rse  
mécan ique  tota le  

4 . 4. 6  Cou rse  él ectri q ue  
u ti l e  

3  

 

20  

 

0  

 

 

 

 

 

 

 

 

C1  

4. 4. 2  Dimensions  
(cal i brage)  

4 . 4. 4  Cou rse  mécan ique  
tota le  

4 . 4. 6  Cou rse  él ectri q ue  
u ti l e  

3  1 2  0  

C2  3  24  0  C2  

4. 30  Robustesse  des  
bornes  

4 . 1 5  Bru i t  en  rotation  

3  1 2  0  

C2A  (Parti e  d 'échanti l l on )  

4 . 30  Robustesse  des  
bornes  

4 . 33  Résistance  à  l a  
chaleu r d e  
brasage  

4 . 44  Résistance  au  
solvant  des  
composants  ( l e  
cas  échéant)  

4 . 31  E tanchéi té  ( l e  cas  
échéant)  

3  1 2  0  

C2B  (Parti e  d 'échanti l l on )  

4 . 34  Variati ons  de  
températu re  

4 . 37  Chocs  

4 . 35  Vibrati ons  

3  1 2  0  

C2  (Echanti l l on  C2A et  
C2B  combiné)  

4 . 38  Séquence  
cl imati que  

3  24  0  

C3  

4. 43. 2  Endu rance  
électri que  à  70  °C  

6  20  0  C3  

4. 43. 2  Endu rance  
électri que  à  70  °C  

6  1 2  0  

C4 

4. 40  Endu rance  
mécan ique  
(potentiomètres)  

6  20  0      

D1  

4. 39  Chal eu r hum ide,  
essai  con ti nu  

1 2  20  0  D1  

4. 39  Chal eu r hum ide,  
essai  conti nu  

1 2  1 2  0  

D2  

4. 43. 3  Endu rance  
électri que  à  l a  
températu re  de  
catégorie  
supérieu re  

36  20  0  D2  

4. 40  Endu rance  
mécan ique  
(potentiomètres)  

1 2  1 2  0  
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Tableau  5  (2 de 2)  

Niveau  d ’assurance  EZ  Niveau  d ’assurance  FZ  

Sous-g roupe   de  contrôl e   b  p  a  n  a  c  a  Sous-g roupe   de  contrôl e   b  p  a  n  a  c  a  

D3  

4. 4. 3  D imensions  (détai l )  

36  1 0  0  D3  

4. 1 8  Couple  de  démarrage  

4 . 20  Couple  de  bu tée  

4 . 21  Couple  de  b l ocage  ( l e  
cas  échéant)  

4 . 7  Résistance  en tre  
bornes  

4 . 22  Poussée  et  traction  
sur l 'axe  

1 2  6  0  

D4 

4. 43  Endu rance  
é lectri que  à  des  
températu res  
d i fféren tes  de  70  °C  
( l e  cas  échéant)  

36  20  0  D4  24  1 2  0  

D4A  (Parti e  d 'échanti l l on )  

4 . 33  Résistance  à  l a  
chaleu r d e  brasage  

4 . 44  Résistance  au  sol van t  
des  composants  ( l e  
cas  échéant)  

24  6  0  

D4B  (Parti e  d 'échanti l l on )  

4 . 34  Variati ons  de  
températu re  

4 . 35  Vibrati ons   

24  6  0  

D4  (Echanti l l on  D4A et  
D4B  combiné)  

4 . 38  Séquence  cl imati que  

24  1 2  0  

    D5 

4. 1 4  Caractéri sti que  de  
températu re  de  
rés i stance  

4 . 4 . 3  D imensions  (détai l )  

24  1 2  0  

a  Dans  ce  tab leau :  

p  est  l a  péri od i ci té  en  mois   
 n  est  l e  nombre  d 'échanti l l ons   
 c  est  l e  nombre  adm iss ible  d ’ é l éments  non  conformes  

b  Le  con tenu  des  sous-groupes   de  contrôl e   de  l ’Arti cl e  2  d e  l a  spéci fi cation  parti cu l i ère-cad re  appl i cabl e.  

c  S i  un  é l ément non  conforme est  présent,  tous  l es  essai s  du  sous-g roupe  doiven t être  répétés  sur un  nouvel  
échanti l l on  et  aucun  au tre  é l ément  non  conforme  n ’ est  adm is.  La  l i vrai son  de  produ i ts  peu t  se  poursu i vre  
pendant  l a  répéti ti on  des  essai s .  

 

3.5  Livraison  d i fférée  

Les  d isposi tions  de  l 'Article  H . 1 0  de  l ' I EC  60393-1 : 2008,  doiven t être  appl iquées,  sauf en  ce  
qu i  concerne  l e  n i veau  de  con trôle   q u i  doi t  être  rédu i t  à  S-2  et  (sauf pour l es  potentiomètres  
composés  de  carbone),  la  période  doi t  être  a l l ongée à  2  ans.  La  période  pour l es  
poten tiomètres  composés  de  carbone doi t  rester à  un  an .  
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